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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
RESISTANCE WELDING EQUIPMENT –  

 
Part 2:  Electromagnetic compatibi l i ty (EMC)  requirements  

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternati onal  Organ i zation  for S tandard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  comm i ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC Nati onal  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  exten t possib le  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  respons ibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

I n ternational  Standard  I EC  621 35-2  has  been  prepared  by I EC  techn ical  comm ittee  26:  
E lectric weld ing .  

Th is  second  ed i ti on  cancels  and  replaces  the  fi rst  ed i tion  publ ished  i n  2007  and  consti tu tes  a  
techn ical  revis ion .  

Th is  ed i ti on  i ncludes  the  fol l owing  s ign i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

– update  of the  appl icable  l im i ts  re lated  to  the  updated  reference to  CI SPR 1 1 ;  

– exclus ion  of the  use  of narrow band  relaxations  for RF  em ission  l im i ts ;  

– update  of the  appl icable  l im i ts  for harmon ics  and  fl i cker re lated  to  the  updated  reference  
to  I EC 61 000-3-1 1  and  I EC  61 000-3-1 2;  

– update  of the  requ irements  for vol tage  d ips  re lated  to  the  updated  reference  to  I EC  61 000-
4-1 1  and  I EC  61 000-4-34;  
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– i ncl us ion  of symbols  to  i nd icate  the  RF  equ ipment class  and  restrictions  for use ;  

– i ncl us ion  of EM  fiel d  immun i ty test for frequency from  1 , 4  GHz to   2 , 7  GHz;  

– i ncl us ion  of em ission  l im i ts  for class  B  res istance  weld ing  equ ipment magnetic fi e l ds  
between  1 50  kHz and  30  MHz.  

The  text of th is  s tandard  is  based  on  the  fo l lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

26/555FDIS  26/557/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

The  l i st  of a l l  the  parts  of the  I EC  621 35 series ,  under the  general  t i t l e  Resistance welding 
equipment,  can  be  found  on  the  I EC  websi te.  

The committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be  

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i tion ,  or 

•  amended .  
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RESISTANCE WELDING EQUIPMENT –  
 

Part 2:  Electromagnetic compatibi l i ty (EMC)  requirements  
 
 
 

1  Scope 

This  part of I EC 621 35  is  appl icable  to  equ ipment for res istance  weld ing  and  a l l i ed  processes  
wh ich  are  connected  to  mains  suppl ies  wi th  rated  vol tages  up  to  1  000  V a . c.  r.m . s.  Th is  
standard  does  not defi ne  safety requ i rements.  

Res istance  weld ing  equ ipment type  tested  i n  accordance  wi th ,  and  wh ich  has  met the  
requ i rements  of,  th is  standard ,  i s  deemed  to  be  i n  compl iance  for a l l  appl ications.  

The  frequency range  covered  i s  from  0  Hz to  400  GHz.  

Th is  product EMC standard  for resistance  weld ing  equ ipment takes  precedence over a l l  
aspects  of the  generic s tandards  and  no  add i tional  EMC tests  are  requ i red  or necessary.  

NOTE  1  Typical  a l l i ed  processes  are  res i stance  hard  and  soft  sol deri ng  or res i stance  heati ng  ach ieved  by means  
comparabl e  to  res i stance  weld i ng  equ ipment.  

NOTE  2  L im i t  val ues  are  speci fi ed  for on l y part  of the  frequency range.  

Resistance  weld ing  equ ipment are  class i fi ed  as  c lass  A and  class  B  equ ipment.   

Th is  part  of I EC  621 35  speci fies  

a)  test methods  to  be  used  i n  con j unction  wi th  CI SPR 1 1  to  determ ine  rad iofrequency (RF)  
em ission ;  

b)  re levant s tandards  and  test methods  for harmon ic current em ission ,  vol tage  fluctuation  
and  fl icker.  

NOTE  3  The  l im i ts  i n  th i s  s tandard  cannot,  however,  provide  fu l l  protection  agai nst  i n terference  to  rad i o  and  
televi s ion  reception  when  the  res i stance  we ld i ng  equ i pment  i s  used  cl oser than  30  m  to  the  receivi ng  an tenna(e).  

NOTE  4  I n  specia l  cases,  when  h i gh l y susceptib le  apparatus  i s  being  used  i n  cl ose  proxim i ty,  add i ti onal  
m i ti gation  measures  are  sometimes  employed  to  fu rther reduce  the  e l ectromagneti c  em iss ions.  

This  part of I EC 621 35  a lso  defines  immun i ty requ i rements  and  test  methods  for continuous  
and  trans ient,  conducted  and  rad iated  d isturbances  i nclud ing  electrostatic d ischarges.  

NOTE  5  These  requ i rements  do  not,  however,  cover extreme cases  wh ich  are  extremely rare.  

2  Normative references  

The fol l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normativel y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i tion  ci ted  appl ies .  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 60050-1 61 ,  International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 161 : Electromagnetic 
compatibility 

I EC 60050-851 ,  International Electrotechnical Vocabulary – Part 851 : Electric welding 
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IEC 61 000-3-2 : 201 4,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 3-2: Limits – Limits for 
harmonic current emissions (equipment input current ≤  16 A  per phase)  

I EC 61 000-3-3: 201 3,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 3:  Limits – Limitation of 
voltage changes,  voltage fluctuations and flicker in  public low-voltage supply systems,  for 
equipment with  rated current ≤  16 A  per phase and not subject to conditional connection 

I EC 61 000-3-1 1 : 2000,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 3-11 : Limits – Limitation of 
voltage changes,  voltage fluctuations and flicker in  public low-voltage supply systems – 
Equipment with  rated current ≤  75 A  and subject to conditional connection 

I EC 61 000-3-1 2 :201 1 ,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 3-12: Limits for harmonic 
currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >  
16 A  and ≤  75 A  per phase 

I EC 61 000-4-2 ,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-2: Testing and measurement 
techniques – Electrostatic discharge immunity test 

I EC 61 000-4-3,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-3: Testing and measurement 
techniques – Radiated,  radio frequency,  electromagnetic field immunity test 

I EC 61 000-4-4,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-4: Testing and measurement 
techniques – Electrical fast transient/burst immunity test 

I EC 61 000-4-5,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-5: Testing and measurement 
techniques – Surge immunity test 

I EC 61 000-4-6,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-6: Testing and measurement 
techniques – Immunity to  conducted disturbances,  induced by radio-frequency fields 

I EC 61 000-4-1 1 ,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-11 : Testing and measurement 
techniques – Voltage dips,  short interruptions and voltage variations immunity tests 

I EC 61 000-4-34,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-34: Testing and measurement 
techniques – Voltage dips,  short interruptions and voltage variations immunity tests for 
equipment with  input current more than 16 A  per phase  

I EC 621 35-1 ,  Resistance welding equipment – Part 1 :  Safety requirements for design,  
manufacture and installation  

CISPR 1 1 : 2009,  Industrial,  scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance 
characteristics – Limits and methods of measurement   
C I SPR 1 1 : 2009/AMD  1 : 201 0  

CISPR 1 6-1 -1 ,  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and 
methods – Part 1 -1 : Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring 
apparatus 

CISPR 1 6-1 -2,  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and 
methods – Part 1 -2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices 
for conducted disturbance measurements 

CISPR 1 6-1 -4 ,  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and 
methods – Part 1 -4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and 
test sites for radiated disturbance measurements  
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I SO  669,  Resistance welding – Resistance welding equipment – Mechanical and electrical 
requirements 

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms  and  defin i tions  g i ven  i n  I EC  60050-1 61  
concern ing  EMC and  the  re levant phenomena,  g iven  I EC  60050-851 ,  I EC 621 35-1  and  
ISO 669  on  res istance  weld ing  equ ipment,  as  wel l  as  the  fo l l owing ,  appl y.  

3. 1   
cable  port  
poin t  at  wh ich  a  conductor or a  cable  i s  connected  to  the  apparatus  

Note  1  to  en try:  Examples  are  s i gnal ,  con tro l  and  power ports .  

Note  2  to  en try:  The  weld ing  ci rcu i t  of res i stance  wel d i ng  equ i pment i s  not  a  cable  port  bu t  i s  part  of the  
enclosu re  port.  

3.2   
conventional  load  
l oad  cond i tion  wi th  the  electrodes  short-ci rcu i ting  as  defined  i n  I SO  669  

3.3   
conventional  value  
standard ized  va lue  that i s  used  as  a  measure  of a  parameter for the  purposes  of comparison ,  
ca l i bration ,  testi ng ,  e tc.  

Note  1  to  en try:  Conventional  va l ues  do  not  necessari l y appl y du ri ng  the  actual  weld ing  process.  

3.4   
enclosure  port  
physica l  boundary of the  apparatus  through  wh ich  e lectro-magnetic fie l ds  may rad iate  or 
impinge  

3.5   
EUT 
equ ipment under test  

3.6   
id le  state  
operating  mode i n  wh ich  the  power i s  swi tched  on ,  bu t  the  weld ing  ci rcu i t i s  not energ ized  

3.7   
port  
particu lar i n terface  of the  speci fied  apparatus  wi th  the  external  e lectro-magnetic environment  

3.8   
smal l  equ ipment 
equ ipment,  e i ther pos i ti oned  on  a  table  top  or stand ing  on  the  fl oor wh ich ,  i ncl ud ing  i ts  cabl es  
fi ts  i n  a  cyl i ndrica l  test  vo lume of 1 , 2  m  in  d iameter and  1 , 5  m  above  the  ground  p lane  

[SOURCE:  CISPR 1 1 : 2009/AMD1 : 201 0,  3 . 1 0 ]  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 621 35-2: 201 5  © I EC  201 5  – 9  – 

4 General  test requirements  

4.1  Test conditions  

Tests  shal l  be  carried  ou t on  completel y assembled  equ ipment represen tati ve  of the  series  
production .  Tests  shal l  be  performed  wi th in  the  speci fi ed  operati ng  cond i ti ons  for the  
apparatus  at i ts  rated  suppl y vol tage  and  frequency as  g i ven  i n  I EC  621 35-1 .  Resu l ts  obtained  
for RF  em ission  and  immun i ty at 50  Hz are  val i d  for the  same model  operating  at  60  Hz and  
vice  versa.  

4.2  Measuring  instruments  

The measuring  equ ipment shal l  comply wi th  the  requ irements  of CISPR 1 6-1 -1  and  the  
standards  referred  to  i n  Tables  1 ,  2  and  3  as  appl i cable.  

4.3  Arti ficial  mains  network 

Measurement of the  mains  term inal  d is turbance  vol tage  shal l  be  made  using  an  arti ficia l  
mains  network,  i f commercial l y avai l ab le,  consisti ng  of 50  Ω/50  µH  V-network as  speci fi ed  i n  
CISPR 1 6-1 -2.  

The  arti ficial  network is  requ i red  to  provide  a  defined  impedance at RF  across  the  mains  
supply at  the  poin t  of measurement and  a lso  to  provide  for i so lation  of the  equ ipment under 
test from  ambient  noise  on  the  power l i nes.  

4.4  Vol tage  probe  

A vol tage  probe  as  speci fied  i n  CI SPR 1 6-1 -2  shal l  be  used  when  the  arti fi cial  mains  network 
cannot be  used .  The  probe is  connected  sequentia l l y between  each  l i ne  and  the  reference 
earth .  The  probe  shal l  consist of a  b locking  capaci tor and  a  res istor such  that the  tota l  
res istance  between  the  l ine  and  earth  i s  at least 1  500  Ω .  The  effect on  the  accuracy of 
measurement of the  capaci tor or any other device  wh ich  may be  used  to  protect the  
measuring  receiver against dangerous  curren ts  shal l  be  e i ther l ess  than  1  dB  or a l lowed  for i n  
ca l ibration .  

4.5  Antennas  

I n  the  frequency range  from  30  MHz to  1  GHz the  an tenna(s)  used  shal l  be  as  speci fi ed  i n  
CISPR 1 6-1 -4.  Measurements  shal l  be  made for both  horizon ta l  and  verti ca l  polari zation .  The  
nearest poin t  of the  an tenna(s)  to  the  ground  shal l  be  not l ess  than  0 , 2  m .  

5 Test set-up for emission  and  immunity 

5.1  General  requ irements  

Emission  and  immun i ty testing  shal l  be  carried  ou t on  a  representati ve  res istance  weld ing  
i nsta l l ation  as  described  below.  Resistance  weld ing  equ ipment tested  i n  such  an  i nsta l lation  
shal l  be  considered  to  have  met the  necessary requ i rements  of th is  standard .  

I n  any s i tuation  where  i t  i s  necessary to  re- test the  equ ipment to  show compl iance  wi th  th is  
standard  the  test setup  orig inal l y chosen  shal l  be  used  in  order to  guarantee  consistency of 
the  resu l ts ,  un less  i t  i s  agreed  by the  manufacturer to  do  otherwise.  

I f the  res istance  weld ing  equ ipment i s  part  of an  i nsta l lation ,  or can  be  connected  to  auxi l i ary 
equ ipment,  then  the  res istance  weld ing  equ ipment shal l  be  tested  wh i ls t  connected  to  the  
m in imum  configuration  of auxi l iary equ ipment necessary to  exercise  the  ports .  I f the  
res istance  weld ing  equ ipment has  a  l arge  number of s im i lar ports  or ports  wi th  many s im i l ar 
connections,  then  a  sufficient number shal l  be  selected  to  s imu late  actual  operati ng  
cond i ti ons  and  to  ensure  that  a l l  the  d i fferent types  of term ination  are  covered .  
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Measurements  to  determine  compl iance  wi th  the  l ow-frequency em iss ion  l im i ts  sha l l  be  made  
i n  accordance  wi th  the  test procedures  of re levant  bas ic and  referenced  standards.  

For e lectromagnetic rad iation  d isturbance  tests  the  separation  between  the  antenna  and  the  
equ ipment under test shal l  be  as  speci fied  i n  C lause  6  of CI SPR 1 1 : 2009.  

For rad iated  em iss ion  test i n  the  frequency range  between  1 50  kHz and  1  MHz,  the  antenna  
shal l  be  posi tioned  on  the  axis  z,  as  g iven  in  F igure  1 ,  perpend icu lar to  the  p lane  x, y  of the  
weld ing  ci rcu i t.  

 

Figure 1  – Test  posi tion  for H  field  measurement 

Specific test set-up  geometries  for immun i ty tests  are  found  in  the  bas ic standards  referred  to  
i n  Tables  1 ,  2  and  3 .  

Class  A res istance  weld ing  equ ipment may be  measured  e i ther on  a  test  s i te  or in  situ  as  
preferred  by the  manufacturer.  

NOTE  Due  to  s i ze,  complexi ty or operati ng  cond i ti ons,  some resi stance  we ld i ng  equ i pment  are  sometimes  
measured  in  situ  i n  order to  show compl iance  wi th  the  rad iati on  d i stu rbance  l im i ts  speci fi ed  herein .  

Class  B  res istance  weld ing  equ ipment shal l  be  measured  on  a  test s i te.   

The  configuration  of the  res istance  weld ing  equ ipment under test sha l l  be  precisel y noted  in  
the  test report.  

5.2  Anci l l ary equ ipment 

Anci l l ary equ ipment shal l  be  tested  in  con j unction  wi th  the  resistance  weld ing  equ ipment.  I t  
sha l l  be  connected ,  insta l led ,  configured  and  operated  as  recommended  by the  manufacturer.  

6 Emission  tests  

6.1  Classi fication  of equ ipment  

6. 1 . 1  Class  A equ ipment  

Class  A equ ipment i s  i n tended  for use  in  l ocations  other than  res identia l  l ocations  where  the  
e lectrica l  power i s  provided  by the  publ ic  l ow-vol tage  suppl y system .  

z 

y 

x 0  

I  

a  
b
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Class  A equ ipment shal l  meet cl ass  A l im i ts  in  accordance  wi th  6. 3.  

6. 1 .2  Class  B  equ ipment  

Class  B  equ ipment i s  su i table  for use  i n  a l l  l ocations,  i nclud ing  res identia l  l ocations  where  the  
e lectrical  power is  provided  by the  publ ic  l ow-vol tage  supply system .  

Class  B  equ ipment shal l  meet cl ass  B  l im i ts  in  accordance  wi th  6. 3.  

6.2  Test condi tions  

6.2. 1  Test conditions  for RF  tests  

Measurements  to  determ ine  compl iance  wi th  the  em ission  l im i ts  shal l  be  made in  accordance  
wi th  the  test procedures  i n  CISPR 1 1  and  as  deta i l ed  be low,  us ing  the  test set-up  g iven  i n  
Clause  5.  

Res istance  weld ing  equ ipment i s  extremely d i verse  in  i ts  des ign  and  working  cond i tions.  I t  
sha l l  be  tested  under the  fol l owing  cond i ti ons:  

a)  i d l e  state  

b)  l oaded  

– set up  the  weld ing  ci rcu i t  to  m in im ize  the  impedance and  to  produce the  h ighest flow of 
curren t ( i . e . ,  us ing  m in imum  arms  length  and  gap) ;   

– set  up  the  electrodes  i n  short-ci rcu i t cond i tion ;   

– ad j ust  the  curren t to  obtain  the  h i ghest  em ission ,  i f means  of ad j ustment i s  provided ;   

NOTE  For thyri stor-con trol l ed  equ ipment,  an  i gn i ti on  del ay ang l e  of 90°  typical l y g i ves  the  h i ghest  
em iss ion  val ue.  

– se lect a  du ty cycle  and  a  weld ing  heat  time appropriate  for the  tested  res istance  
weld ing  equ ipment and  the  requ i rements  of the  measuring  i nstrumentation .  

The test parameters  chosen  shal l  be  fu l l y documented .  

6.2.2  Test condi tions  for low-frequency tests  

Resistance  weld ing  equ ipment i s  extremely d i verse  in  i ts  design  and  working  cond i tions.  I t  
shal l  be  tested  under the  fol lowing  cond i tions:  

– set up  the  weld ing  ci rcu i t to  m in im ize  the  impedance  and  to  produce the  h ighest flow of 
curren t;   

– set  up  the  electrodes  i n  short-ci rcu i t  cond i tion ;  

– ad j ust the  curren t to  obtain  the  h ighest em ission ,  i f means  of ad j ustment i s  provided ;  

– calcu late  the  equ ipment du ty cycle  X at the  maximum  weld ing  current based  on  Formu la  
(1 )  and  

 ( )
( )2

2cc

2

2P

I

I
X =  (1 )  

where  

I2P  i s  the  permanent ou tpu t curren t;  

I2cc  i s  the  maximum  short ci rcu i t  weld ing  curren t;  

– se lect an  observation  period  and  a  weld ing  heat  time appropriate  for the  calcu lated  du ty 
cycle,  the  tested  res istance  weld ing  equ ipment and  the  requ i rements  of the  measuring  
i nstrumentation .  
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The  test parameters  chosen  shal l  be  fu l l y documented .  

The  ari thmetic average  value  of 1 , 5  s  smoothed  r.m .s.  supply current values  (Iref  as  per 
I EC 61 000-3-1 2)  sha l l  be  measured  when  the  weld ing  equ ipment i s  del i vering  i ts  maximum  
rated  ou tpu t current I2cc,  

For weld ing  equ ipment wi th  a  rated  maximum  suppl y current I1 cc  below 1 6  A,  the  reference 
curren t Iref  for the  defin i ti on  of l im i ts  sha l l  be  1 6  A.  

The  maximum  and  ari thmetic average  va lues  of 1 , 5  s  smoothed  r.m . s.  harmon ic current  
values  in  each  D iscrete  Fourier Transform  (DFT)  time window shal l  be  determ ined  over one  or 
more  fu l l  thermal  cycle(s)  i nclud ing  the  i d le  state  period .  

The  same weld ing  heat time shal l  be  used  for determ ination  of Iref  and  the  harmon ic 
component values.  

NOTE  An  i d l e  s tate  period  of more  than  1 0  %  i s  not  a  s tand -by mode  as  defi ned  i n  I EC 61 000-3-1 2,  bu t  an  
operati ona l  mode  of the  wel d ing  equ ipment wi th i n  i ts  fu l l  thermal  cycle.  

6.3  Emission  l im its  

6.3. 1  Mains  terminal  d isturbance vol tage  

6.3. 1 . 1  Id le  state  

The mains  term inal  d istu rbance  vol tage  l im i ts  for cl ass  A res istance  weld ing  equ ipment i n  i d le  
state,  regard less  of the  rated  i npu t power,  are  g i ven  in  Table  2  of CISPR 1 1 : 2009  i n  the  
column  for a  rated  i npu t power l ess  than  or equal  to  20  kVA.  

The  mains  term inal  d istu rbance vol tage  l im i ts  for cl ass  B  res istance  weld ing  equ ipment i n  i d le  
state  are  g i ven  i n  Table  3  of CI SPR 1 1 : 2009.  

The  EUT shal l  meet e i ther both  average  and  quas i -peak l im i ts  us ing  the  correspond ing  
detectors  or the  average  l im i t when  us ing  the  quasi -peak detector.  

6.3. 1 .2  Loaded  

The mains  term inal  d isturbance  vol tage  l im i ts  for class  A res istance  weld ing  equ ipment are  
the  Group  2  l im i ts  g iven  i n  Table  6  of CI SPR 1 1 : 2009.  The  appropriate  set of l im i ts  shal l  be  
se lected  i n  accordance  wi th  the  maximum  rated  i npu t power of the  equ ipment,  calcu lated  
us ing  the  rated  maximum  inpu t current I1 cc.  

The  mains  term inal  d isturbance vol tage  l im i ts  for class  B  res istance  weld ing  equ ipment are  
the  Group  2  l im i ts  g i ven  i n  Table  7  of CISPR 1 1 : 2009.  

The  EUT shal l  meet e i ther both  average and  quas i -peak l im i ts  us ing  the  correspond ing  
detectors  or the  average  l im i t when  us ing  the  quasi -peak detector.  

For class  A equ ipment,  impu lse  noise  (cl icks)  wh ich  occurs  l ess  than  5  times  per m inu te  i s  not  
cons idered .  

For class  B  equ ipment,  impu lse  noise  (cl icks)  wh ich  occurs  less  than  0, 2  times  per m inu te ,  a  
re laxation  of the  l im i ts  of 44  dB  is  a l l owed .  For cl icks  appearing  between  0 , 2  and  30  times  per 
m inute,  a  re laxation  of the  l im i ts  i s  a l l owed  of 20  l og  (30/N)  dB  (where  N i s  the  number of 
cl icks  per m inu te) .  Cri teria  for separated  cl icks  can  be  found  in  CISPR 1 4-1 .  
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6.3.2  Electromagnetic  rad iation  d isturbance  

6.3.2 .1  Id le  state  

The electromagnetic rad iation  d is turbance l im i ts  for c l ass  A res istance  weld ing  equ ipment i n  
i d l e  s tate,  regard less  of the  rated  i nput power,  are  g iven  i n  Table  4  of CISPR 1 1 : 2009  in  the  
columns  for a  rated  i npu t power l ess  than  or equal  to  20  kVA.  

The  e lectromagnetic  rad iation  d is tu rbance  l im i ts  for class  B  res istance  weld ing  equ ipment are  
g iven  i n  Table  5  of CISPR 1 1 : 2009/AMD1 : 201 0.  

6.3.2 .2  Loaded  

The electromagnetic rad iation  d isturbance l im i ts  for cl ass  A res istance  weld ing  equ ipment i n  
the  frequency band  30  MHz to  1  000  MHz are  the  l im i ts  g iven  in  Tables  9  ( test s i te)  and  1 8  ( i n  
s i tu )  of CISPR 1 1 : 2009/AMD1 : 201 0.  

The  re laxations  for cl ass  A l im i ts  in  the  frequency ranges  80, 872  MHz to  81 , 848  MHz,  
1 34,786  MHz to  1 36, 41 4  MHz,  1 56  MHz to  1 74  MHz,  1 88, 7  MHz to  1 90, 979  MHz,  400  MHz to  
470  MHz are  not appl icable  to  res istance  weld ing  equ ipment.  

The  e lectromagnetic  rad iation  d istu rbance  l im i ts  for class  B  res istance  weld ing  equ ipment are  
the  Group  2  l im i ts  g i ven  i n  Table  1 1  of CI SPR 1 1 : 2009/AMD1 :201 0.  

The  20  dB  re laxations  for cl ass  B  l im i ts  i n  the  frequency ranges  80 ,872  MHz to  81 , 848  MHz 
and  1 34, 786  MHz to  1 36, 41 4  MHz are  not appl icable  to  res istance  weld ing  equ ipment.  

6.3.3  Low-frequency emission  l im i ts  

The l im i ts  for 

a)  harmon ic curren t em issions  are  g iven  i n  I EC  61 000-3-2  and  I EC  61 000-3-1 2;  

b)  vo l tage  fl uctuations  and  fl i cker are  g iven  i n  I EC  61 000-3-3  and  I EC 61 000-3-1 1 ;  

and  are  appl icable  to  res istance  weld ing  equ ipment,  as  far as  covered  by the  scope of these  
standards.  The  appl icable  standard  shal l  be  selected  based  on  the  maximum  short-ci rcu i t  
i nput curren t I1 cc  va l ue.  

NOTE  For other equ ipment,  no  requ i rements  at  manufactu ri ng  s tage  are  speci fi ed .  Connection  cond i ti ons  can  
appl y depend ing  on  l oca l  power suppl y cond i ti ons.  I EC TS  61 000-3-4,  I EC TR 61 000-3-6  and  I EC TR 61 000-3-7  
are  taken  i n to  considerati on .  

7 Immunity tests  

7. 1  Tests  appl icabi l i ty  

Resistance  weld ing  equ ipment that does  not con tain  e lectron ic control  ci rcu i try is  deemed  to  
fu l fi l  the  necessary immun i ty requ i rements  wi thou t testing .   

E lectric ci rcu i ts  cons isting  of passive  components  such  as  i nductors ,  RF  suppress ion  
networks,  mains  frequency transformers,  recti fiers,  d iodes  and  res istors  are  not considered  to  
be  electron ic control  ci rcu i try.  

The  tests  for immun i ty l evels  for enclosure,  a. c.  i nput power port and  ports  for process  
measurement and  control  l i nes  are  defined  i n  Tables  1 ,  2  and  3 .  
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7.2  Test condi tions  

The res istance  weld ing  equ ipment shal l  be  tested ,  us ing  the  set-up  as  g iven  i n  C lause  5.  The  
res istance  weld ing  equ ipment shal l  be  set up  wi th  a  res istance  of 1  kΩ  between  the  
e lectrodes.  The  output  vol tage  shal l  be  mon i tored  to  evaluate  the  compl iance  wi th  
performance cri teria  at an  i gn i tion  delay ang le  of 90°  e lectric i f means  of ad justment i s  
provided  and  the  poin t wi th  the  du ty cycle  and  the  weld ing  heat time typica l  of the  res istance  
weld ing  equ ipment on  test or wi th  a  conti nuous l y flowing  outpu t current.   

For equ ipment that cannot operate  under the  g i ven  test cond i tions,  the  manufacturers  
recommendations  shal l  be  fol lowed .   

Tests  that cannot be  performed  on  the  complete  res istance  weld ing  equ ipment can  be  
performed  on  i ts  e lectron ic consti tuent  parts .  

7.3  Immuni ty performance  cri teria  

7.3. 1  Performance  cri teria  A 

The fo l l owing  issues  shal l  be  met:  

a)  the  res istance  weld ing  equ ipment shal l  continue  to  operate  as  in tended ;  

b)  variations  of ±  1 0  %  of the  ou tpu t vol tage  are  adm iss ib le;  

c)  the  pre-set  heat time shal l  not  be  exceeded ;  

d )  no  i n terruptions  are  permi tted  i n  the  heat time;  

e)  i n  the  "s ing le"  operati ng  mode,  i n terruption  of the  weld ing  cycle  shal l  be  properl y 
term inated ;  

f)  i n  the  "repeat" ,  "seam"  and  "con tinuous"  operati ng  modes,  i n terruption  of the  cycle  by 
re leas ing  the  s tart swi tch  provided  shal l  be  poss ible;  

g )  a l l  con trols  shal l  continue  to  function ;  

h )  mal function ing  of the  sem iconductor power swi tches  i s  i nadm iss ib le;  

i )  l oss  of stored  data  i s  i nadm issib le.  

7.3.2  Performance  cri teria  B  

The fol lowing  i ssues  shal l  be  met:  

a)  variations  of 50
1 00

+

−  %  of the  ou tput  vol tage  are  adm issib le.  

b)  i n  the  case  of a  current i n terruption  during  the  i n tended  heat time,  the  weld ing  cycle  is  
term inated  wi th  "no  current" .  Manual  reset may be  requ i red ;   

c)  the  pre-set  heat time  shal l  not  be  exceeded ;  

d )  i n  the  "s i ng le"  operation  mode,  the  weld ing  cycle  shal l  be  properl y term inated ;  

e)  i n  the  "repeat" ,  "seam"  and  "con tinuous"  operati ng  modes,  i n terruption  of the  cycle  by 
re leas ing  the  s tart swi tch  provided  shal l  be  poss ible;  

f)  mal function ing  of the  sem iconductor power swi tches  i s  i nadm iss ib le;  

g )  l oss  of stored  data  i s  i nadm issib le .  

7.3.3  Performance cri teria  C  

The fol l owing  i ssues  shal l  be  met:  

a)  temporary l oss  of function  is  a l l owed ,  provided  that the  loss  of function  i s  se l f-  
recoverable  or can  be  restored  by the  operator of the  controls.  Th is  may requ i re  the  
con trol  vol tage  of the  res istance  weld ing  equ ipment to  be  restored  by means  of an  
appropriate  swi tch ;  
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b)  mal function ing  of the  sem iconductor power swi tches  i s  i nadm issib le;  temporary loss  of 
function  i s  a l lowed ;  

c)  l oss  of stored  programme data  i s  i nadm issib le,  u n less  i t  can  be  restored  by the  operation  
of the  con trols .  

7.4  Immuni ty l evels  

Immun i ty l evels  are  g i ven  i n  Table  1  for the  enclosure,  Table  2  for the  a. c.  i nput  power port  
and  Table  3  for ports  for measurement and  control  l i nes.  

Table  1  – Immuni ty l evels  – Enclosure  

Phenomena  Un i ts  
Test 

speci fication  
Basi c standard  Remarks  

Performance 
cri teria  

Rad iofrequency EM  fi e l d ,  
ampl i tude  modu l ated  

MHz 
V/m  (unmod .  

r.m . s. )  
%  AM  (1  kHz)  

80  to  1  000  
1 0  
 

80  

I EC 61 000-4-3  
The  test  l evel  

speci fi ed  i s  prior to  
modu lation  

A 

Rad i ofrequency EM  fi e l d ,  
ampl i tude  modu l ated  

GHz  
V/m  (unmod .  

r.m . s. )  
%  AM  (1  kHz)  

1 , 4  to  2 , 0  
3  
 

80  

I EC 61 000-4-3  
The  test  l evel  

speci fi ed  i s  prior to  
modu lation  

A 

Rad i ofrequency EM  fi e l d ,  
ampl i tude  modu l ated  

GHz  
V/m  (unmod .  

r.m . s. )  
%  AM  (1  kHz)  

2 , 0  to  2 , 7  
1  
 

80  

I EC 61 000-4-3  
The  test  l evel  

speci fi ed  i s  prior to  
modu lation  

A 

E lectrostati c  
d i scharge  

Contact 
d i scharge  

kV (charge  
vol tage)  ±4  a  

I EC  61 000-4-2  

See  bas ic standard  
for appl i cabi l i ty of 
contact and /or a i r 
d i scharge  test.  

B  

Ai r 
d i scharge  

kV (charge  
vol tage)  ±8  a  B  

a  Testi ng  i s  not  requ i red  at  l ower l eve l s  than  those  speci fi ed .  

 

Table  2  – Immuni ty l evels  – AC  input power port 

Phenomena  Un i ts  
Test 

speci fication  
Basic  standard  Remarks  

Performance 
cri teria  

Fast trans ien ts  
kV (peak)  

Repeti ti on  frequency kHz  
Tr/Th  ns  

±2  
5  

5/50  
I EC 61 000-4-4  Di rect  i n j ection  B  

Rad i o-
frequency 
common  mode  

 
MHz 

V (unmod .  r.m . s . )  
%  AM  (1  kHz)  

 
0 , 1 5  to  80  

1 0  
80  

I EC 61 000-4-6  

See  note  

The  test  l evel  
speci fi ed  i s  prior to  

modu lation  

A 

Surges  

l i ne-to- l i ne  

l i ne-to-earth  

Tr/Th  µs  

kV (open  ci rcu i t  vol tage)  

kV (open  ci rcu i t  vol tage)  

1 , 2/50  (8/20)  

±1  

±2  

I EC 61 000-4-5  

Th i s  test  i s  not  
requ i red  when  

normal  function ing  
cannot be  ach i eved  

because  of the  
impact of the  CDN  

on  the  EUT 

B  

Vol tage  d ips  

%  res idua l  vol tage   
cycles  at  50/60Hz  

70  
25/30  I EC 61 000-4-1 1   

I EC  61 000-4-34  

Voltage shift at zero 
crossing 

B  

%  res idua l  vol tage  
cycle  

 0  
 1  

C  

NOTE  The  test  l evel  can  a l so  be  defi ned  as  the  equ i va len t  curren t i n to  a  1 50  Ω  l oad .   
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Table  3  – Immuni ty l evels  – Ports  for measurement and  control   

Phenomena  Un i ts  Test 
speci fication  

Basic  standard  Remarks  Performance 
cri teria  

Fast trans ien ts  
kV (peak)  
Tr/Th  ns  

Repeti ti on  frequency kHz  

±2  
5/50  
5  

I EC 61 000-4-4  Capaci ti ve  cl amp  B  

Rad i o-
frequency 
common  mode  

MHz 
V (unmod .  r.m . s . )  

%  AM  (1 kHz)  

0 , 1 5  to  80  
1 0  
80  

I EC 61 000-4-6  

See  note  

The  test  l evel  
speci fi ed  i s  prior to  

modu lation  

A 

Appl i cab le  to  measurement  and  con trol  ports  i n terfacing  to  cables  un l ess  the  tota l  l ength  accord ing  to  the  
manufacturer’ s  speci fi cations  does  not  exceed  3  m .  

NOTE  The  test  l evel  can  a l so  be  defi ned  as  the  equ i va len t  curren t i n to  a  1 50  Ω  l oad .  

 

8 Documentation  for the purchaser/user 

The documentation  made avai lab le  to  the  purchaser/user prior to  the  pu rchase  shal l  cl earl y 
i nd icate  restrictions  for u se,  d ue  to :  

a)  the  RF  equ ipment cl ass(class  A or class  B);  

b)  l ow-frequency (LF)  requ i rements  for the  publ ic l ow vol tage  suppl y network connection .  

Symbol  1  g iven  in  Annex B  i s  recommended  to  be  used  for class  A equ ipment to  ind icate  the  
RF  equ ipment class  and  restrictions  for use.  

Symbol  2  g iven  in  Annex B  is  recommended  to  be  used  to  i nd icate  restrictions  for use  due  to  
LF  requ i rements  for the  publ ic  l ow vol tage  suppl y network connection .  

The  user shal l  be  made  aware  of the  fact that proper i nsta l lation  and  use  of the  res istance  
weld ing  equ ipment i s  necessary to  m in im ize  poss ible  i n terfering  em iss ions.  The  manufacturer 
or h is  au thorized  representative  shal l  be  responsible  for i nclud ing  i nstructions  and  in formation  
wi th  each  equ ipment as  fo l l ows:  

a)  For class  B  equ ipment,  a  wri tten  statement that C lass  B  equ ipment compl ies  wi th  
e lectromagnetic compatib i l i ty requ i rements  i n  i ndustria l  and  res identia l  envi ronments ,  
i ncl ud ing  res identia l  l ocations  where  the  electrica l  power is  provided  by the  publ ic  l ow-
vol tage  suppl y system ;  

b)  For cl ass  A equ ipment,  the  fol l owing  warn ing  or i ts  equ ivalen t shal l  be  i ncluded  in  the  
i nstruction  manual :  

Th is  class  A equ ipment i s  not i n tended  for use  in  res identia l  l ocations  where  the  e lectrical  
power i s  provided  by the  publ ic l ow-vol tage  suppl y system .  There  can  be  poten tia l  
d i fficu l ties  i n  ensuring  e lectromagnetic compatib i l i ty i n  those  l ocations,  due  to  conducted  
as  wel l  as  rad iated  rad io-frequency d isturbances;  

c)  I f the  equ ipment wi th  an  input current below 75  A per phase  i s  i n tended  to  be  connected  
to  publ ic l ow vol tage  systems,  and  i t  does  comply wi th  I EC  61 000-3-1 1  or I EC  61 000-3-1 2  
based  on  system  impedance  restrictions,  the  i n formation  g i ven  i n  the  next paragraph  or i ts  
equ ivalent  sha l l  be  included  in  the  instruction  manual .  The  restriction  shal l  be  g iven  as  the  
l ower value  of the  perm iss ib le  system  impedances  ( i n  mΩ)  or the  h igher value  of the  
requ ired  short ci rcu i t  power ( i n  MVA)  resu l ting  from  tests  i n  accordance  wi th  these  
standards.  The  impedance  value  may be  ca lcu lated  from  the  short  ci rcu i t power value  and  
vice  versa.  

Provided  that the  publ ic l ow vol tage  system  impedance at the  poin t of common  coupl i ng  is  
l ower than  XX mΩ  (or the  short ci rcu i t power i s  h igher than  XX MVA),  th is  equ ipment i s  
compl ian t wi th  I EC 61 000-3-1 1  and  I EC  61 000-3-1 2  and  can  be  connected  to  publ ic low 
vol tage  systems.  I t  i s  the  responsib i l i ty of the  i nsta l l er or user of the  equ ipment to  ensure,  
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by consu l tation  wi th  the  d is tribu tion  network operator i f necessary,  that the  system  
impedance compl ies  wi th  the  impedance  restrictions;  

d )  I f the  equ ipment wi th  an  input current below 75  A per phase  is  in tended  to  be  connected  
to  publ ic low-vol tage  systems and  does  not comply wi th  I EC  61 000-3-1 2,  the  fol lowing  
i n formation  or i ts  equ iva len t shal l  be  included  i n  the  instruction  manual :  

Th is  equ ipment does  not  comply wi th  I EC 61 000-3-1 2 .  I f i t  i s  connected  to  a  publ ic l ow-
vol tage  system ,  i t  i s  the  responsibi l i ty of the  i nstal ler or user of the  equ ipment to  ensure,  
by consu l tation  wi th  the  d istribu tion  network operator,  that  the  equ ipment may be  
connected ;  

e)  I n formation  on  any special  measures  that have  to  be  taken  to  ach ieve  compl iance,  for 
example,  the  use  of sh ie l ded  cables ;  

f)  Recommendations  on  the  assessment of the  surround ing  area,  to  i den ti fy necessary 
precautions  requ i red  for the  i nstal l ation  and  use,  to  m in im ize  d isturbances;  

g )  Recommendations  on  methods  to  m in im ize  d isturbances;  

h )  A statement d rawing  attention  to  the  user’s  responsibi l i ty wi th  respect to  i n terference from  
weld ing .  
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Annex A 
(informative)  

 
Limi ts  

 

A.1  General  

The l im i ts  g i ven  in  the  standards  referred  to  i n  the  normative  part of th is  standard  are  
summarized  i n  Tables  A. 1  to  A. 1 1  for i n formation .  As  some of the  references  refer to  speci fic  
parts  of tab les  of l im i ts  g i ven  i n  the  referenced  documents ,  on l y the  appl icable  parts  of those  
tab les  are  dupl icated .  

A.2  Mains  terminal  d isturbance vol tage l imi ts  

Source:  CISPR 1 1 : 2009/AMD1 : 201 0  

Table  A. 1  – Mains  terminal  d isturbance vol tage  l imi ts,  id le  state  

Frequency 
range  

Class  B  

dBµV  

C l ass  A 

dBµV  

MHz Quasi -peak Average  Quasi -peak Average  

0, 1 5  to  0 , 50  

66  56  

79  66  
Decreas ing  l i nearl y wi th  
l ogari thm  of frequency to  

56  46  

0 , 50  to  30  56  46  73  60  

 

Table  A.2  – Mains  terminal  d isturbance vol tage  l imits ,  load  conditions  

Frequency 
range  

Class  B  

dBµV  

C lass  A  
maximum  rated  i npu t power 

≤  75  kVA a  

dBµV  

C lass  A  
maximum  rated  i npu t 
power >  75  kVA a  

dBµV  

MHz Quasi -peak Average  Quasi -peak Average  Quasi -peak Average  

0 , 1 5  to  0 , 50  

66  56  

1 00  90  1 30  1 20  
Decreasing  l i nearl y wi th  
l ogari thm  of frequency to  

56  46  

0 , 50  to  5  56  46  86  76  1 25  1 1 5  

5  to  30  60  50  

90  80  

1 1 5  1 05  
Decreasing  l i nearl y wi th  
l ogari thm  of frequency to  

70  60  

a  The  maximum  rated  i npu t  power i s  cal cu lated  us i ng  the  suppl y cu rren t I1 cc.  

 

A.3  Electromagnetic radiation  d isturbance l imi ts  

Source:  CISPR 1 1 : 2009/AMD1 : 201 0  
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Table  A.3  – E lectromagnetic  rad iation  d isturbance l imi ts,  id le  state  

Frequency 
range  

MHz 

Class  B  

dBµV/m  

C l ass  A 

dBµV/m  

1 0  m  measuring  
d i stance  

3  m  measuring  
d i stance  a  

1 0  m  measuring  
d i stance  

3  m  measuring  
d i s tance  a  

30  to  230   30  40  40  50  

230  to  1  000  37  47  47  57  
a

 The  l im i ts  speci fi ed  for the  3  m  separation  d i s tance  app ly on l y  to  smal l  equ ipment  meeti ng  
the  s i ze  cri terion  defi ned  i n  3 . 8 .  

 

Table  A.4  – E lectromagnetic  rad iation  d isturbance l imits,  load  cond i tions  

Frequency 
band  

Class  B  Class  A 

On  a  test s i te  
at  1 0  m  test 
d istance  

On  a  test s i te  
at  3  m  test 
d i stance  a  

On  a  test s i te  
at  1 0  m  test 
d i stance  

On  a  test s i te  
at 3  m  test 
d istance  a  

At  d istance D  
from  exterior wal l  
of the  bu i ld ing  

MHz dBµV/m  dBµV/m  dBµV/m  dBµV/m  dBµV/m  

30  to  47  30  40  68  78  48  

47  to  53, 91  30  40  50  60  30  

53, 91  to  54, 56  30  40  50  60  30  

54, 56  to  68  30  40  50  60  30  

68  to  80, 872   30  40  63  73  43  

80, 872  to  81 , 848  30  b  40  b  63  b  73  b  43  

81 , 848  to  87  30  40  63  73  43  

87  to  1 34, 786  30  40  60  70  40  

1 34, 786  to  1 36, 41 4  30  b  40  b  60  b  70  b  40  

1 36, 41 4  to  1 56  30  40  60  70  40  

1 56  to  1 74  30  40  60  b  70  b  40  

1 74  to  1 88, 7  30  40  50  60  30  

1 88, 7  to  1 90, 979  30  40  50  b  60  b  30  

1 90, 979  to  230  30  40  50  60  30  

230  to  400  37  47  60  70  40  

400  to  470  37  47  60  b  70  b  40  

470  to  1  000  37  47  60  70  40  
a  The  l im i ts  speci fi ed  for the  3  m  separation  d i stance  app ly on l y  to  smal l  equ ipment  meeti ng  the  s i ze  cri teri on  

defi ned  i n  CI SPR 1 1 .  

b  20  dB  re laxati on  has  been  removed  based  on  6 . 3. 2 . 2  
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Table  A.5  – Magnetic  fi eld  emission  l imi ts  for Class  B  equ ipment  

Frequency 
band  

MHz 

Magnetic fi eld   
D =  3  m  

Quasi -peak 
dB(µA/m)  

0 , 1 5  to  30  

39  

Decreasing  l i nearl y wi th  the  
l ogari thm  of frequency to  

3  

 

For equ ipment measured  in  situ,  the  measuring  d is tance  D  from  the  exterior wal l  of the  
bu i l d ing  i n  wh ich  the  equ ipment i s  s i tuated  equals  (30  +  x/a)  m  or 1 00  m  wh ichever i s  smal ler,  
provided  that the  measuring  d istance  D  i s  wi th in  the  boundary of the  prem ises.  I n  the  case  
where  the  ca lcu lated  d i stance  D  i s  beyond  the  boundary of the  prem ises,  the  measuring  
d istance  D  equals  x  or 30  m ,  wh ichever i s  l onger.  

For the  calcu lation  of the  above  va lues:  

x  i s  the  nearest d istance  between  the  outs ide  wal l  of the  bu i l d ing  i n  wh ich  the  equ ipment i s  
s i tuated  and  the  boundary of the  user’s  prem ises  i n  each  measuring  d i rection ;  

a  =  2 , 5  for frequencies  l ower than  1  MHz;  

a  =  4 , 5  for frequencies  equal  to ,  or h i gher than ,  1  MHz.  

A.4  Harmonic current l imi ts  

Sources:  I EC 61 000-3-2 : 201 4  and  I EC 61 000-3-1 2: 201 1  

Table  A.6  – Maximum permissible  harmonic current for 
equ ipment wi th  input current I1 cc  ≤  1 6  A 

Harmonic order Harmonic current  

n  A 

Odd  harmonics  

3  3, 45  

5  1 , 71  

7  1 , 1 6  

9  0 , 60  

1 1  0 , 50  

1 3  0 , 32  

1 5  ≤  n  ≤  39  0 , 23  ×  1 5/n  

Even  harmonics  

2  1 , 62  

4  0 , 65  

6  0 , 45  

8  ≤  n  ≤  40  0 , 35  ×  8 /n  
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Table  A.7  – Current  emission  l im its  for equ ipment wi th  1 6  A <  I1 cc  ≤  75  A 
other than  balanced  three-phase equ ipment 

Min imum  Rsce  

Admissible  i nd ividual  
harmonic curren t Ih/Iref  

a  
Admissible  harmonic  

parameters  

% %  

 I3  I5  I7  I9  I1 1  I1 3  THC/Iref  PWHC/Iref  

33  21 , 6  1 0, 7  7 , 2  3 , 8  3 , 1  2  23  23  

66  24  1 3  8  5  4  3  26  26  

1 20  27  1 5  1 0  6  5  4  30  30  

250  35  20  1 3  9  8  6  40  40  

≥  350  41  24  1 5  1 2  1 0  8  47  47  

The  re lati ve  val ues  of even  harmon ics  up  to  order 1 2  shal l  n ot  exceed  1 6/h  % .  Even  harmon ics  above  
order 1 2  are  taken  i n to  accoun t  i n  THC  and  PWHC  i n  the  same  way as  odd  order harmon ics.  

Li near i n terpolation  between  successive  Rsce  va l ues  i s  perm i tted .  

a  
Iref  =  reference   cu rren t;  Ih  =  h armon ic current  component.  

 

Table  A.8  – Current  emission  l im i ts  for  
balanced  th ree-phase  equ ipment wi th  input current 1 6  A <  I1 cc  ≤  75  A 

Min imum  Rsce  

Admissible  i nd ividual  
harmonic curren t Ih/Iref    

a  
Admissible  harmonic  

parameters  

% %  

 I5  I7  I1 1  I1 3  THC/Iref  PWHC/Iref  

33  1 0 , 7  7 , 2  3 , 1  2  1 3  22  

66  1 4  9  5  3  1 6  25  

1 20  1 9  1 2  7  4  22  28  

250  31  20  1 2  7  37  38  

≥  350  40  25  1 5  1 0  48  46  

The  re lati ve  val ues  of even  harmon ics  up  to  order 1 2  shal l  not  exceed  1 6/h  % .  Even  harmon i cs  above  
order 1 2  are  taken  i n to  accoun t  i n  THC  and  PWHC  i n  the  same  way as  odd  order harmon ics.  

Li near i n terpolation  between  successive  Rsce  va l ues  i s  perm i tted .  

a  
Iref  =  reference  fundamental  cu rrent;  Ih  =  harmon ic curren t component.  

 

Table  A.9  – Current  emission  l im its  for balanced  three-phase equ ipment 
wi th  input current 1 6  A <  I1 cc  ≤  75  A under specified  conditions  

Min imum  Rsce  

Admissible  i nd ividual  
harmonic curren t Ih/Iref    

a  
Admissible  harmonic  

parameters  

% %  

 I5  I7  I1 1  I1 3  THC/Iref  PWHC/Iref  

33  1 0 , 7  7 , 2  3 , 1  2  1 3  22  

≥  1 20  40  25  1 5  1 0  48  46  

The  re lati ve  val ues  of even  harmon ics  up  to  order 1 2  shal l  not  exceed  1 6/h  % .  Even  harmon i cs  above  
order 1 2  are  taken  i n to  accoun t  i n  THC  and  PWHC  i n  the  same  way as  odd  order harmon ics.  

Li near i n terpolation  between  successive  Rsce  va l ues  i s  perm i tted .  

a  
Iref  =  reference  fundamental  cu rrent;  Ih  =  harmon ic curren t component.  
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Table  A. 1 0  – Current  emission  l im its  for balanced  three-phase  equ ipment  
wi th  I1 cc  ≤  75  A under specified  cond itions  (d ,  e,  f)  

Min imum 
Rsce  

Admissible  i nd ividual  
harmonic  curren t Ih/Iref  

a
 

Admissible  
harmonic  
parameters  

%  %  

 I5  I7  I1 1  I1 3  I1 7  I1 9  I23  I25  I29  I31  I35  I37  
THC/ 

Iref  

PWHC/ 

Iref  

33  1 0 , 7  7 , 2  3 , 1  2  2  1 , 5  1 , 5  1 , 5  1  1  1  1  1 3  22  

≥  250  25  1 7, 3  1 2 , 1  1 0 , 7  8 , 4  7 , 8  6 , 8  6 , 5  5, 4  5 , 2  4 , 9  4 , 7  35  70  

For Rsce  equal  to  33,  the  re l ati ve  val ues  of even  harmon ics  up  to  order 1 2  sha l l  not  exceed  1 6/h  % .  The  re lati ve  
val ues  of a l l  harmon ics  from  I1 4  to  I40  n ot  l i s ted  above  shal l  n ot  exceed  1  %  of Ire f.  

For Rsce  ≥  250,  the  relati ve  va l ues  of even  harmon ics  up  to  order 1 2  sha l l  not  exceed  1 6/h  % .  The  re lati ve  val ues  
of a l l  h armon ics  from  I1 4  to  I40  not  l i s ted  above  shal l  n ot  exceed  3  %  of Iref.  

L i near i n terpolation  between  both  Rsce  va l ues  i s  perm i tted .  

a  Iref =  reference  current;  Ih  =  harmon ic curren t component.  

 

Table  A. 6  i s  appl ied  to  equ ipment other than  balanced  three-phase equ ipment and  
Tables  A. 7,  A. 8  and  A. 9  are  appl ied  to  balanced  three-phase  equ ipment.  

Table  A. 7  may be  used  for any balanced  three-phase  piece  of equ ipment.  

Table  A. 9  may be  used  wi th  ba lanced  three-phase equ ipments  i f any one  of the  fol lowing  
cond i ti ons  i s  met:  

a)  The  phase  ang le  of the  5th  harmon ic curren t re lated  to  the  fundamental  phase  vol tage  i s  
i n  the  range  of 90°  to  1 50° .  

NOTE  1  Th i s  cond i ti on  i s  normal l y fu l fi l l ed  by equ ipment  wi th  an  uncontrol l ed  recti fi er bri dge  and  capaci ti ve  
fi l ter,  i ncl ud ing  a  3  %  a. c.  or 4  %  d . c.  reactor.  

b)  The  des ign  of the  equ ipment i s  such  that the  phase  ang le  of the  5 th  harmon ic curren t has  
no  preferenti a l  va lue  over time and  can  take  any value  i n  the  whole  i n terval  (0° ,  360°) .  

NOTE  2  Th i s  cond i ti on  i s  normal l y fu l fi l l ed  by converters  wi th  fu l l y control l ed  thyri stor bri dges.  

c)  The  5th  and  7th  harmon ic curren ts  are  each  l ess  than  5  %  of the  reference  fundamenta l  
curren t.  

NOTE  3  Th i s  cond i ti on  i s  normal l y fu l fi l l ed  by "1 2 -pu l se"  equ ipment.  

Table  A. 1 0  may be  used  wi th  ba lanced  three-phase equ ipment i f any one  of these  cond i tions  
is  met:  

d )  The  5th  and  7th  harmon ic curren ts  are  each  l ess  than  3  %  of the  reference curren t during  
the  whole  test observation  period .  

e)  The  design  of the  p iece  of equ ipment i s  such  that the  phase  ang le  of the  5th  harmon ic 
curren t has  no  preferen tia l  va lue  over time and  can  take  any va lue  i n  the  whole  i n terval  
[0° ,  360° ] .  

f)  The  phase  ang le  of the  5th  harmon ic current re lated  to  the  fundamental  phase-to-neu tral  
vo l tage  is  in  the  range  of 1 50°  to  21 0°  during  the  whole  test observation  period .  

NOTE  4  Th i s  cond i ti on  i s  normal l y fu l fi l l ed  by a  6  pu l se  converter wi th  a  smal l  d . c.  l i nk capaci tance,  operati ng  
as  a  l oad .  

A.5  Limits  for vol tage fluctuations  and  fl icker 

Sources:  I EC 61 000-3-3: 201 3  and  I EC 61 000-3-1 1 : 2000  
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Table  A. 1 1  – Limi ts  for resistance weld ing  equ ipment I1 cc  ≤  75  A 

Maximum  relative  
vol tage change  dmax  

Relative  steady-state  
vol tage change  dc  

Short-term  fl i cker 
i nd icator Pst  

% %   

7  3 , 3  1 , 0  

 

The  Pst  requ irement i s  not appl icable  to  vol tage  changes  caused  by manual  swi tch ing .  

Equ ipment wh ich  does  not meet the  l im i ts  g i ven  i n  Table  A. 1 0  when  tested  or evaluated  wi th  
the  reference  impedance  g iven  in  I EC 61 000-3-3  i s  subj ect to  cond i ti onal  connection ,  and  the  
manufacturer may e i ther:  

a)  determ ine  the  maximum  perm iss ible  system  impedance Zmax  at  the  i n terface  poin t  of the  
users  suppl y i n  accordance  wi th  6. 3  of I EC 61 000-3-1 1 : 2000,  and  declare  Zmax  i n  the  
i nstruction  manual ;  or 

b)  test the  equ ipment in  accordance wi th  6. 2  of I EC  61 000-3-1 1 : 2000,  and  declare  i n  the  
i nstruction  manual  that the  equ ipment i s  i n tended  for use  on l y in  prem ises  having  a  
service  cu rren t capaci ty ≥1 00  A per phase.  
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Annex B  
( in formative)  

 
Symbols  

 

Table  B. 1  provides  symbols  for the  i nd ication  of the  RF  equ ipment cl ass  and  restrictions  for 
use.  

Table  B . 1  – Symbols  to  describe  EMC properties  

N°  SOURCE  SYMBOL FUNCTION,  KEYWORD 
OR PHRASE  

APPLICATION  

1 .  I EC 6041 7-
51 09  

 

 

Not  to  be  used  i n  res iden tia l  
l ocati ons  where  the  e l ectri cal  
power i s  provided  by the  
publ i c  l ow-vol tage  suppl y 
system .  

To  i den ti fy cl ass  A equ ipment 
and  restri cti ons  for use  

NOTE  Symbol  can  be  used  
on  packag ing ,  equ ipment or 
documentation  for pu rchaser 
or user avai l abl e  prior to  
purchase  

2 .  I EC 6041 7-
5939  
 
and  
I SO  7000-  
0434A 
 
combined  

  

Restri cti ons  for the  connection  
to  pub l i c  l ow vol tage  suppl y 
networks  apply  

To  i denti fy restri cti ons  of use  
wi th  regard  to  requ i red  supp ly 
network parameters  

NOTE  Symbol  can  be  used  
on  packag ing ,  equ ipment  or 
documentation  for pu rchaser 
or user avai l abl e  prior to  
purchase.  
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______________ 

____________ 

1   DB  refers  to  I EC on l i ne  database.  
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MATÉRIELS DE  SOUDAGE PAR RÉSISTANCE –  

 
Partie  2:  Exigences  de  compatibi l i té  électromagnétique (CEM)  

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les ,  des  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  access ibles  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement  aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi c iel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possibl e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étan t  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t s ' assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La  Norme i n ternationale  I EC  621 35-2  a  été  établ ie  par le  com i té  d ’études  26  de  l ’ I EC:  
Soudage  é lectri que.  

Cette  deuxième éd i tion  annu le  et remplace  l a  prem ière  éd i ti on  parue  en  2007.  Cette  éd i ti on  
consti tue  une  révis ion  techn ique.  

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivantes  par rapport à  l 'éd i tion  
précédente:  

– m ise  à  j our des  l im i tes  appl icables  conformément à  la  référence m ise  à  j our à  l a  
CISPR 1 1 ;  

– exclus ion  de  l ’ u ti l i sation  d ’a l l ègements  à  bande  étroi te  pour les  l im i tes  d ’ém ission  RF;  

– m ise  à  j our des  l im i tes  appl icables  aux harmon iques  et au  papi l l otement conformément à  
l a  référence  m ise  à  j our à  l ’ I EC 61 000-3-1 1  et à  l ’ I EC 61 000-3-1 2 ;  
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– m ise  à  j our des  exigences  re latives  aux creux de  tension  conformément à  l a  référence  
m ise  à  j our à  l ’ I EC 61 000-4-1 1  et à  l ’ I EC  61 000-4-34;  

– i ncl us ion  de  symboles  pour i nd iquer l a  classe  du  matériel  RF  et  les  restrictions 
d ’u ti l i sation ;  

– i nclus ion  de  l ’ essai  d ’ immun i té  aux champs  EM  pour l es  fréquences  de  1 , 4  GHz à  
2 , 7  GHz;  

– i ncl us ion  de  l im i tes  d ’ém ission  pour l es  champs  é lectromagnétiques  des  matérie ls  de  
soudage  par rés istance  de  classe  B  entre  1 50  kHz et 30  MHz.  

Le  texte  de  cette  norme est i ssu  des  documents  su ivants :  

FDIS  Rapport  de  vote  

26/555FDIS  26/557/RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

La  l i s te  de  toutes  l es  parties  de  la  série  I EC  621 35,  publ iées  sous  l e  ti tre  général  Matériels de 
soudage  par résistance ,  peu t être  consu l tée  sur l e  s i te  web de  l ’ I EC.  

Le  com ité  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant  l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  su r l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  
re latives  à  la  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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MATÉRIELS DE  SOUDAGE PAR RÉSISTANCE –  
 

Partie  2:  Exigences  de  compatibi l i té  électromagnétique (CEM)  
 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présente  partie  de  l ’ I EC  621 35  est appl icable  aux matérie ls  de  soudage par rés istance  et  
procédés  connexes  qu i  son t connectés  aux réseaux d ’a l imentati on  avec des  tensions  
ass ignées  j usqu ’à  1  000  V c. a.  eff.  La  présente  Norme ne  défin i t  pas  d ’exigences  de  sécuri té.  

Les  matérie ls  de  soudage par rés istance  ayant fa i t  l ’ objet d ’un  essai  de  type  conforme à  l a  
présente  Norme et qu i  en  ont  rempl i  l es  exigences  sont cons idérés  comme étan t en  
conform ité  pour tou tes  l es  appl ications.  

La  gamme de  fréquences  couvertes  est  de  0  Hz à  400  GHz.  

La  présente  Norme produ i t CEM  pour l es  matérie ls  de  soudage par rés istance  prend  l a  
préséance sur tous  les  aspects  des  normes  génériques  et aucun  essai  add i ti onnel  CEM  n ’est 
exigé  ou  nécessai re.  

NOTE  1  Les  procédés  connexes  typ iques  sont  l e  brasage  tendre  et  fort  par rés i stance  ou  l e  chauffage  par 
rés i stance  par des  moyens  comparabl es  au  matéri e l  de  soudage  par rés i stance.  

NOTE  2  Les  va l eu rs  l im i tes  n e  son t  spéci fi ées  q u e  pou r u n e  part i e  d e  l a  g amme  d e  fréq uences .  

Les  matérie ls  de  soudage par rés istance  sont  classés  en  matérie l s  de  cl asse  A et de  
cl asse  B.  

La  présente  partie  de  l ’ I EC 621 35  spéci fi e  

a)  l es  méthodes  d ’essai  à  u ti l i ser con join tement à  l a  CI SPR 1 1  pour déterm iner l ’ ém iss ion  
rad iofréquence (RF) ;   

b)  l es  normes  appropriées  et l es  méthodes  d ’essai  pour l ’ ém iss ion  de  courant  harmon ique,  l a  
fluctuation  de  tens ion  et l e  papi l lotement.  

NOTE  3  Les  l im i tes  de  l a  présente  Norme  ne  peuvent  pas,  tou tefoi s ,  fou rn i r u ne  p l ei ne  protection  contre  l es  
i n terférences  avec l a  réception  de  l a  rad io  ou  l a  té l évi s i on  quand  l e  matérie l  de  soudage  par rés i stance  est  u ti l i sé  à  
moins  de  30  m  d ’ une  ou  de  p l u s ieurs  an tennes  réceptri ces.  

NOTE  4  Dans  des  cas  spéciaux,  q uand  un  apparei l  de  g rande  sens ibi l i té  est  u ti l i sé  dans  u n  voi s i nage  proche,  d es  
mesures  d ’atténuation  add i ti onnel l es  son t parfo i s  u ti l i sées  pou r rédu i re  davan tage  l es  ém iss ions  
é l ectromagnéti ques.  

La présente  partie  de  l ’ I EC  621 35 défin i t  l es  exigences  d ’ immun i té  et les  méthodes  d ’essai  
pour l es  perturbations  con tinues  et  transi toi res,  condu i tes  et  rayonnées,  y compris  l es  
décharges  é lectrostatiques.  

NOTE  5  Ces  exi gences  ne  couvrent  pas,  tou tefoi s ,  l es  cas  extrêmes  qu i  sont  extrêmement  rares.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éventuels  
amendements).  
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I EC  60050-1 61 ,  Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 161 : Compatibilité  
électromagnétique  

I EC  60050-851 ,  Vocabulaire  Electrotechnique International – Partie 851 : Soudage électrique  

I EC 61 000 -3-2 :201 4 ,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 3-2: Limites – Limites 
pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils ≤  16 A  par 
phase)   

I EC  6 1 000-3-3 : 201 3,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 3-3: Limites – 
Limitation des variations de tension,  des fluctuations de tension et du papillotement dans les 
réseaux publics d’alimentation basse tension,  pour les matériels ayant un courant assigné  
≤  1 6 A  par phase et non soumis à  un raccordement conditionnel  

I EC 61 000-3-1 1 : 2000,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 3-11 : Limites – 
Limitation des variations de tension,  des fluctuations de tension et du papillotement dans les 
réseaux publics d’alimentation basse tension – Équipements ayant un courant appelé  ≤  75 A  
et soumis à  un raccordement conditionnel  

I EC  6 1 000-3-1 2 : 201 1 ,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 3-12: Limites – 
Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux 
publics basse tension ayant un courant appelé  >  16 A  et ≤  75 A  par phase 

I EC  6 1 000-4-2 ,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 4-2: Techniques d’essai et 
de mesure – Essai d’immunité  aux décharges électrostatiques  

I EC  6 1 000-4-3 ,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 4-3: Techniques d’essai et 
de mesure – Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences 
radioélectriques  

I EC  6 1 000-4-4 ,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 4-4: Techniques d’essai et 
de mesure – Essai d’immunité  aux transitoires électriques rapides en  salves 

I EC  6 1 000-4-5,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 4-5: Techniques d’essai et 
de  mesure – Essai d'immunité  aux ondes de choc 

I EC  6 1 000-4-6 ,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 4-6: Techniques d’essai et 
de  mesure – Immunité aux perturbations conduites,  induites par les champs radioélectriques 

I EC  6 1 000-4-1 1 ,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 4-11 : Techniques d’essai et 
de mesure – Essais d’immunité aux creux de tension,  coupures brèves et variations de  
tension  

I EC  6 1 000-4-34 ,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 4-34: Techniques d’essai et 
de mesure – Essais d’immunité aux creux de tension,  coupures brèves et variations de  
tension  pour matériel ayant un  courant appelé de plus de  16 A  par phase  

I EC  621 35-1 ,  Matériels de soudage par résistance – Partie 1 :  Exigences de sécurité pour la  
conception,  la  fabrication et l’installation  

CISPR 1 1 : 2009,  Appareils industriels,  scientifiques et médicaux – Caractéristiques de  
perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure  
CISPR 1 1 : 2009/AMD  1 : 201 0  

CISPR 1 6-1 -1 ,  Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations 
radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1 -1 :  Appareils de  
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mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques 
– Appareils de mesure  

CISPR 1 6-1 -2 ,  Spécifications des méthodes et des appareils  de  mesure  des perturbations  
radioélectriques et de  l'immunité  aux perturbations radioélectriques –  Partie  1 -2:  Appareils  
de  mesure  des perturbations radioélectriques et de  l'immunité  aux perturbations 
radioélectriques –  Dispositifs de  couplage  pour la  mesure  des perturbations conduites  

C I SPR 1 6-1 -4 ,  Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations 
radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1 -4: Appareils de  
mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques 
– Antennes et emplacements d’essai pour les mesures des perturbations rayonnées 

I SO  669 ,  Soudage par résistance – Matériel de soudage par résistance – Exigences 
mécaniques et électriques 

3 Termes et défin i tions  

Pour les  besoins  du  présen t document,  les  termes  et défin i tions  donnés  dans  l ’ I EC 60050-1 61  
re lati ves  à  l a  CEM  et aux phénomènes  perti nents ,  l es  termes  et défi n i ti ons  donnés  dans  
l ’ I EC 60050-851 ,  l ’ I EC 621 35-1  et l ’ I SO  669  re lati fs  aux matérie ls  de  soudage par résistance,  
a ins i  que  l es  su ivants  s 'appl iquent.  

3. 1   
borne  pour câble  
borne  d ’ in terface  au  n iveau  de  laquel l e  un  conducteur ou  un  câble  est connecté  à  l ’ apparei l   

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  exemples  son t l es  bornes  pou r câbl e  de  s i gnal ,  de  commande  et  d e  pu i ssance.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Le  ci rcu i t  seconda i re  d u  matériel  de  soudage  par rés i stance  n ’est  pas  une  borne  pour câb le  
mais  une  borne  i ncl use  à  l ’ enveloppe.  

3.2   
charge  conventionnel le  
cond i ti on  de  charge  avec l es  é lectrodes  en  court-ci rcu i t te l  que  défin i  dans  l ’ I SO  669  

3.3   
valeur conventionnel le  
valeur normal isée  qu i  est u ti l i sée  comme mesure  d ’un  paramètre  à  des  fi ns  de  comparaison ,  
éta lonnage,  essai ,  etc.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  val eu rs  conventionne l l es  ne  s ’app l i q uen t pas  nécessai rement au  procédé  réel  de  soudage.  

3.4   
borne  incluse  à  l ’enveloppe  
frontière  phys ique  de  l ’ apparei l  à  travers  l aquel l e  l es  champs  é lectromagnétiques  peuvent 
rayonner ou  pénétrer 

3.5   
EUT 
matérie l  en  essai  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'abrévi ati on  "EUT"  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondant  "equ ipment  u nder 
test" .  

3.6   
état de  repos  
état de  fonctionnement dans  lequel  l ’a l imentation  est acti vée,  mais  où  le  ci rcu i t de  soudage  
n ’est pas  sous  tension  
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3.7   
borne  
i n terface  particu l i ère  de  l ’ apparei l  spéci fi é  avec l ’ envi ronnement é lectromagnétique  externe  

3.8   
peti t  matériel  
matérie l  qu i  est so i t  p lacé  sur une  tab le,  so i t  posé  sur l e  sol ,  et qu i  t i ent à  l ’ i n térieur d ’un  
volume d ’essai  cyl i ndrique  dont l e  d iamètre  ne  dépasse  pas  1 , 2  m  et don t l a  hau teur au -
dessus  du  p lan  au  sol  ne  dépasse  pas  1 , 5  m ,  y compris  ses  câbles  

[SOURCE:  CI SPR 1 1 : 2009/AMD1 : 201 0,  3. 1 0 ]  

4 Exigences  générales  d ’essai  

4.1  Cond i tions  d ’essai  

Les  essais  doiven t être  effectués  sur un  matérie l  en tièrement assemblé,  représentati f de  l a  
production  en  série.  Les  essais  doiven t être  réa l isés  dans  l es  cond i tions  de  fonctionnement 
spéci fiées  pour l ’ apparei l ,  à  sa  tens ion  d ’a l imentation  et fréquence assignées  comme ind iqué  
dans  l ’ I EC  621 35-1 .  Les  résu l tats  obtenus  pour l ’ ém ission  RF  et l ’ immun i té  à  50  Hz sont  
valables  pour l e  même apparei l  u ti l i sé  à  60  Hz et  i nversement.  

4.2  Instruments  de  mesure  

Les  i nstruments  de  mesure  doiven t satisfa i re  aux exigences  de  l a  CISPR 1 6-1 -1  et aux 
normes  i nd iquées  dans  l es  Tableaux 1 ,  2  et  3 ,  l e  cas  échéant.  

4.3  Réseau  arti ficiel  d ’ al imentation  

La  tension  perturbatrice  aux bornes  du  réseau  doi t  être  mesurée  en  u ti l i sant,  s i  un  te l  réseau  
peu t être  trouvé  dans  l e  commerce,  un  réseau  d ’a l imen tation  arti ficie l  consistan t en  un  
réseau  V de  50  Ω/50  µH  te l  que  spéci fié  dans  l a  CISPR 1 6-1 -2 .  

Le  réseau  arti ficie l  est requ is  pour fourn i r une  impédance  d ’a l imentation  pri ncipa le  défin ie  à  la  
RF  au  poin t de  mesure  et aussi  pour isoler l e  matérie l  en  essai  du  bru i t  ambiant sur l es  l i gnes  
d ’a l imentation .  

4.4  Sonde  de  tension  

Une sonde  de  tens ion  te l l e  que  spéci fi ée  dans  l a  CI SPR 1 6-1 -2  doi t être  u ti l i sée  quand  l e  
réseau  arti ficiel  d ’a l imentation  ne  peut être  u ti l i sé.  La  sonde  est connectée  successivement 
en tre  chaque  phase  et l a  terre  de  référence.  La  sonde  doi t comprendre  un  condensateur de  
b locage  et une  rés istance  de  sorte  que  l a  rés istance  tota le  en tre  l a  phase  et  l a  terre  soi t  au  
moins  de  1  500  Ω .  L ’effet sur l a  précis ion  de  l a  mesure  d u  condensateur ou  de  n ’ importe  quel  
au tre  d isposi ti f,  qu i  peu t être  u ti l i sé  pour protéger le  récepteur de  mesure  con tre  l es  courants  
dangereux,  do i t  être  soi t  i n férieur à  1  dB,  soi t  perm is  pour l ’ éta lonnage.  

4.5  Antennes  

Dans  la  gamme de  fréquences  de  30  MHz à  1  GHz l ’ ( l es)an tenne(s)  u ti l i sée(s)  doi t(doivent)  
être  spéci fi ée(s)  dans  la  CISPR 1 6-1 -4 .  Les  mesures  doivent être  effectuées  pour l es  deux 
polarisations  horizon ta le  et vertica le.  Le  poin t l e  pl us  proche de  l ’ (des)an tenne(s)  à  l a  terre  ne  
doi t pas  être  i n férieu r à  0 , 2  m .  
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5 Montage pour essai  d ’émission  et d ’ immunité  

5.1  Exigences  générales  

Les  essais  d ’ém ission  et  d ’ immun i té  doiven t être  réa l isés  sur une  instal l ation  représen tati ve  
de  soudage  par rés istance  te l l e  que  décri te  ci -dessous.  Les  matérie ls  de  soudage par 
rés istance  soum is  à  l ’ essai  dans  ces  cond i tions  doivent être  reconnus  comme ayant satisfa i t  
aux exigences  de  l a  présente  Norme.  

Dans  tou te  s i tuation  où  i l  est  nécessai re  de  soumettre  à  nouveau  à  l ’essai  le  matérie l  afin  
d ’assurer l a  conform ité  à  l a  présente  norme,  on  doi t  u ti l i ser l e  montage  pour essai  chois i  à  
l ’ori g i ne  afin  d ’assurer l a  cohérence des  résu l tats ,  sauf s i  une  au tre  façon  de  fa i re  a  été  
convenue  par l e  fabricant.  

S i  l e  matérie l  de  soudage par rés istance  fa i t  partie  d ’une  insta l l ation ,  ou  peu t être  connecté  à  
un  matérie l  auxi l i a i re,  a lors  l e  matérie l  de  soudage par rés istance  doi t  être  soum is  à  l ’ essai  
quand  i l  est connecté  à  l a  configuration  m in imale  de  matérie l  auxi l i a i re  nécessai re  pour fa i re  
travai l l er tou tes  l es  bornes.  S i  l e  matérie l  de  soudage par rés istance  a  un  g rand  nombre  de  
bornes  s im i l a i res  ou  des  bornes  ayan t de  nombreuses  connexions  s im i la i res,  u n  nombre  
su ffisant doi t  être  sélectionné  pour s imu ler l es  cond i ti ons  de  fonctionnement réel l es  et pour 
assurer que  tous  l es  d i fféren ts  types  de  term inaisons  sont  couverts .  

Les  mesures  pour déterm iner l a  conform ité  avec l es  l im i tes  d ’ém iss ion  basse  fréquence  
doivent être  réa l isées  selon  l es  procédures  d ’essai  des  normes  de  base  appropriées  et  
référencées.  

Pour l es  essais  de  rayonnement é lectromagnétique  perturbateur,  l a  séparation  en tre  
l ’an tenne  et l e  matérie l  en  essai  doi t être  te l l e  que  spéci fi ée  à  l ’Article  6  de  l a  CI SPR 1 1 : 2009.  

Pour l 'essai  d 'ém ission  rayonnée,  dans  l a  gamme de  fréquences  en tre  1 50  kHz et 1  MHz,  
l ’an tenne  doi t être  p lacée sur l ’ axe  z,  comme ind iqué  à  la  F igure  1 ,  perpend icu la i rement au  
p lan  x, y  du  ci rcu i t  de  soudage.  

 

Figure 1  – Posi tion  d ’essai  pour la  mesure  du  champ H  

Les  montages  d ’essai  spéci fi ques  pour l es  essais  d ’ immun i té  peuvent  être  trouvés  dans  l es  
normes  de  base  référencées  dans  l es  Tableaux 1 ,  2  e t 3 .  

Les  mesures  sur l e  matérie l  de  soudage par résistance  de  classe  A peuvent être  réal isées  
soi t  sur un  l i eu  d ’essai ,  soi t  sur p lace  selon  l a  préférence du  fabrican t.  

z 

y 
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NOTE  Selon  l a  d imension ,  l a  complexi té  ou  l es  cond i ti ons  de  fonctionnement,  l es  mesures  de  certains  matérie l s  
de  soudage  par rés i stance  son t parfoi s  réal i sées  su r p l ace  pour montrer l a  conform i té  avec l es  l im i tes  de  
rayonnement é l ectromagnéti que  pertu rbateur,  spéci fi ées  dans  ce  document.  

Les  mesures  sur le  matériel  de  soudage par rés istance  de  classe  B  doiven t être  réal isées  sur 
un  l ieu  d ’essai .   

La  configuration  du  matérie l  de  soudage par rés istance  en  essai  doi t être  notée  avec 
précis ion  dans  l e  rapport d ’essai .  

5.2  Matériels  auxi l iai res  

Les  matérie ls  auxi l ia i res  doivent être  soum is  à  l ’essai  con j oin tement avec le  matérie l  de  
soudage  par rés istance.  I l s  doiven t être  raccordés  et i nsta l lés ,  configurés  et m is  en  
fonctionnement comme recommandé par l e  fabrican t.  

6 Essais  d ’émission  

6.1  Classi fication  du  matériel  

6. 1 . 1  Matériel  de  classe  A 

Un  matérie l  de  classe  A est prévu  pour être  u ti l i sé  dans  des  s i tes  au tres  que  rés iden tie ls  où  
l e  courant é l ectri que  est  fourn i  par l e  système publ ic d ’al imentation  basse  tension .  

U n  matéri e l  d e  c l asse  A d o i t  ê tre  en  con form i té  avec  l es  l im i tes  d e  l a  c l asse  A  se l on  6 . 3 .  

6.1 .2  Matériel  de  classe  B  

Un  matériel  de  cl asse  B  est  prévu  pour être  u ti l i sé  dans  tous  l es  s i tes,  y compris  l es  s i tes  
rés identie ls  où  l e  courant é lectri que  est fourn i  par l e  système publ ic d ’a l imen tation  basse  
tens ion .  

Un  matérie l  de  cl asse  B  doi t être  en  conform ité  avec l es  l im i tes  de  l a  cl asse  B  selon  6 . 3.  

6.2  Cond itions  d ’essai  

6.2. 1  Cond itions  d ’essai  pour les  essais  d ’émission  RF  

Les  mesures  pour déterm iner la  conform ité  avec les  l im i tes  d ’ém ission  doivent être  réa l isées  
se lon  les  procédures  d ’essai  de  la  CI SPR 1 1  et comme détai l lé  ci -dessous,  en  u ti l i san t le  
montage  d ’essai  donné  à  l 'Article  5.  

Le  matérie l  de  soudage par rés istance  est extrêmement d ivers i fi é  dans  sa  conception  et ses  
cond i ti ons  de  fonctionnement.  I l  doi t  être  soum is  à  l ’ essai  dans  l es  cond i ti ons  su ivantes:   

a)  état  de  repos  

b)  en  charge  

– rég ler l e  ci rcu i t  de  soudage pour m in im iser l ’ impédance et produ i re  le  p l us  grand  flux 
de  courant  (c'est-à-d i re  en  u ti l i san t l e  m in imum  de  l ongueur et  d ’écartement des  bras) ;   

– rég ler l es  é lectrodes  en  cond i ti on  de  court-ci rcu i t;   

– rég ler l e  couran t pour obten ir l a  p lus  grande  ém ission ,  s i  des  moyens  de  rég lage  sont  
prévus;   

NOTE  Pour l e  matéri el  con trôlé  par thyri stor u n  ang l e  de  retard  d ’ a l l umage  é l ectri q ue  de  90°  d onne  l a  
p l us  g rande  val eu r d ’ém ission .  

– sé lectionner un  facteur de  marche  et un  temps  de  chaleur de  soudage approprié  pour 
l e  matérie l  de  soudage par rés istance  en  essai  et l es  exigences  des  i nstruments  de  
mesure.  
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Les  paramètres  d ’essai  chois is  doiven t être  complètement i nd iqués  dans  l e  rapport.  

6.2.2  Cond i tions  d ’essai  pour les  essais  basse fréquence  

Le  matérie l  de  soudage  par rés istance  est extrêmement d i vers  dans  sa  conception  et ses  
cond i tions  de  fonctionnement.  I l  do i t  ê tre  soum is  à  l ’ essai  dans  l es  cond i tions  su ivantes:   

– rég ler l e  ci rcu i t  de  soudage pour m in im iser l ’ impédance et produ i re  le  pl us  grand  fl ux de  
courant;   

– rég ler l es  é lectrodes  en  cond i ti on  de  court-ci rcu i t;   

– rég ler l e  couran t pour obten ir l a  p lus  grande  ém ission ,  s i  des  moyens  de  rég lage  son t 
prévus;   

– ca lcu ler l e  facteur de  marche  X d u  matériel  au  courant de  soudage  maximal  basé  sur l a  
Formu le  (1 )  et  

 ( )
( )2

2cc

2

2P

I

I
X =  (1 )  

où  

I2P  est  l e  couran t de  sortie  permanen t;   

I2cc  est  l e  couran t de  soudage maximal ;   

– sé lectionner une  période  d ’observation  et un  temps  de  chaleur de  soudage appropriés  
pour l e  facteur de  marche  calcu lé ,  l e  matérie l  de  soudage par rés istance  soum is  à  l ’ essai  
et  les  exigences  des  i nstruments  de  mesure.  

Les  paramètres  d ’essai  chois is  doiven t être  complètement i nd iqués  dans  l e  rapport.  

La  valeur ari thmétique  moyenne des  valeurs  efficaces  l i ssées  du  couran t d ’a l imentation  sur 
1 , 5  s  (Iref  conformément à  l ’ I EC  61 000-3-1 2)  doi t  être  mesurée  l orsque  l e  matérie l  de  
soudage  fou rn i t sa  va leur maximale  du  cou rant  de  sortie  ass igné  I2cc.  

Pour les  matérie ls  de  soudage  dont l a  va leur maximale  du  courant  d ’a l imentation  ass igné  I1 cc  
est in férieure  à  1 6  A,  l e  couran t de  référence Iref  pour l a  défi n i ti on  des  l im i tes  doi t  ê tre  de  
1 6  A.  

Les  valeurs  ari thmétiques  maximale  et  moyenne des  valeurs  efficaces  l i ssées  du  courant  
harmon ique  su r 1 , 5  s  dans  chaque  fenêtre  temporel le  de  transformée de  Fourier d iscrète  
(TFD)  doivent  être  déterm inées  en  l ’ espace  d ’un  ou  de  p lusieurs  cycles  therm iques  
comprenant la  période  correspondant à  l ’état  de  repos .  

Le  même temps  de  chaleur de  soudage doi t être  u ti l i sé  pour déterm iner Iref  e t  l es  valeurs  de  
l a  composante  harmon ique.  

NOTE  Une  période  correspondant à  l ’ état  de  repos  et  représentan t p l us  de  1 0  %  n ’ est  pas  un  mode  vei l l e  te l  que  
défi n i  d ans  l ’ I EC 61 000-3-1 2,  mais  un  mode  de  fonctionnement du  matérie l  de  soudage  tou t  au  l ong  de  son  cycl e  
therm ique.  

6.3  Limites  d ’émission  

6.3. 1  Tension  perturbatrice aux bornes  du  réseau  

6.3. 1 . 1  État de  repos  

Les  valeurs  l im i tes  de  l a  tens ion  perturbatrice  aux bornes  du  réseau  pour l es  matériels  de  
soudage  par résistance  de  classe  A en  état de  repos,  i ndépendamment de  l ’ a l imentation  
ass ignée,  sont données  dans  le  Tableau  2  de  l a  CISPR 1 1 : 2009  dans  l a  colonne  des  valeurs  
d ’a l imentation  assignée i n férieures  ou  égales  à  20  kVA.  
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Les  valeurs  l im i tes  de  l a  tension  perturbatrice  aux bornes  du  réseau  pour l es  matériels  de  
soudage par rés istance  de  classe  B  en  état de  repos  son t données  dans  l e  Tableau  3  de  l a  
CI SPR 1 1 : 2009.  

Le  matérie l  en  essai  (EUT)  doi t  satisfai re  soi t  con jo in tement aux l im i tes  en  va leur moyenne  et  
de  quas i -crête  en  u ti l i sant  l es  détecteurs  appropriés ,  soi t  à  la  l im i te  en  va leur moyenne en  
u ti l i san t un  détecteur de  quas i -crête.  

6.3. 1 .2  En  charge  

Les  valeurs  l im i tes  de  l a  tension  perturbatrice  aux bornes  du  réseau  pour l es  matériels  de  
soudage par rés istance  de  classe  A sont  ce l l es  du  groupe  2  dans  l e  Tableau  6  de  l a  
CISPR 1 1 : 2009.  L 'ensemble  approprié  des  l im i tes  doi t  être  chois i  se lon  l ’ a l imentation  
ass ignée maximale  du  matérie l ,  en  se  basant sur l e  couran t d ’a l imentation  ass igné  maximal  
I1 cc.  

Les  va leurs  l im i tes  de  l a  tension  perturbatrice  aux bornes  du  réseau  pour l e  matérie l  de  
soudage par rés istance  de  classe  B  sont  cel l es  du  groupe 2  dans  l e  Tableau  7  de  l a  
CISPR 1 1 : 2009.  

Le  matérie l  en  essai  (EUT)  doi t  satisfai re  soi t  con j o in tement aux l im i tes  en  valeur moyenne  et  
de  quas i -crête  en  u ti l i sant  l es  détecteurs  appropriés ,  so i t  à  l a  l im i te  en  valeur moyenne  en  
u ti l i san t un  détecteur de  quas i -crête.  

Pour l es  matérie ls  de  cl asse  A,  le  bru i t des  impu ls ions  (cl ics)  qu i  se  produ i t moins  de  5  fo is  
par m inute  n ’est  pas  pris  en  compte.  

Pour l es  matérie ls  de  classe  B  don t l e  bru i t des  impu ls ions  (cl ics)  se  produ i t moins  de  0, 2  fois  
par m inu te,  un  a l légement des  l im i tes  de  44  dB  est au torisé.  Pour les  cl ics  apparaissan t 
en tre  0, 2  fo is  et 30  fo is  par m inu te,  u n  a l l égement de  20  l og  (30/N)  dB  des  l im i tes  est au torisé  
(où  N est le  nombre  de  cl ics  par m inu te).  Les  cri tères  de  séparation  des  cl ics  peuvent être  
trouvés  dans  l a  CISPR 1 4-1 .  

6.3.2  Rayonnement électromagnétique perturbateur 

6.3.2 . 1  État de  repos  

Les  valeurs  l im i tes  du  rayonnement é lectromagnétique  perturbateur pour l es  matérie ls  de  
soudage  par résistance  de  classe  A en  état de  repos,  i ndépendamment de  l ’ a l imentation  
ass ignée,  sont  données  dans  l e  Tableau  4  de  l a  CISPR 1 1 : 2009/AMD1 :201 0  dans  l es  
colonnes  des  valeurs  d ’a l imentation  ass ignée i n férieures  ou  égales  à  20  kVA.  

Les  va leu rs  l im i tes  du  rayonnement é lectromagnétique  perturbateur pour les  matérie ls  de  
soudage par rés istance  de  classe  B  sont i nd iquées  dans  l e  Tableau  5  de  l a  CISPR 
1 1 : 2009/AMD1 : 201 0.  

6.3.2 .2  En  charge  

Les  valeurs  l im i tes  du  rayonnement é lectromagnétique  perturbateur pour l es  matérie ls  de  
soudage  par résistance  de  classe  A dans  l a  gamme de  fréquences  de  30  MHz à  1  000  MHz 
son t les  l im i tes  données  dans  les  Tableaux 9  ( l i eu  d ’essai )  et  1 8  (sur place)  de  l a  
CISPR 1 1 : 2009/AMD1 : 201 0.  

Les  a l l ègements  pour les  l im i tes  de  classe  A dans  l es  gammes  de  fréquences  80,872  MHz à  
81 , 848  MHz,  1 34, 786  MHz à  1 36, 41 4  MHz,  1 56  MHzà  1 74  MHz,  1 88, 7  MHz à  1 90, 979  MHz,  
400  MHz à  470  MHz ne  s ’appl iquen t pas  au  matérie l  de  soudage  par rés istance.  
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Les  valeurs  l im i tes  du  rayonnement é lectromagnétique  perturbateur pour les  matérie ls  de  
soudage  par rés istance  de  classe  B  son t l es  l im i tes  du  groupe  2  données  dans  l e  Tableau  1 1  
de  la  CI SPR 1 1 : 2009/AMD1 :201 0.  

Les  a l lègements  de  20  dB  pour les  l im i tes  de  classe  B  dans  l es  gammes  de  fréquences  
80 , 872  MHz à  81 , 848  MHz et 1 34, 786  MHz à  1 36, 41 4  MHz ne  s ’appl i quent pas  au  matérie l  de  
soudage  par rés istance.  

6.3.3  Lim ites  d ’émission  en  basse fréquence  

Les  l im i tes  pour 

a)  l es  ém issions  de  couran t harmon ique  son t données  dans  l ’ I EC 61 000-3-2  et   
l ’ I EC 61 000-3-1 2;   

b)  l es  va leurs  des  fl uctuations  de  tension  et du  papi l l otement sont données  dans  
l ’ I EC 61 000-3-3  et l ’ I EC 61 000-3-1 1 ;   

et sont appl icables  aux matérie ls  de  soudage par rés istance,  dans  l a  mesure  où  i l s  sont  
couverts  par l e  domaine  d ’appl ication  de  ces  normes.  La  norme appl icable  doi t  être  chois ie  en  
se  basant  sur l a  va leur maximale  I1 cc  d e  court  ci rcu i t  du  couran t d ’a l imentation .  

NOTE  Pour l es  au tres  matéri el s ,  aucune  exi gence  n ’est  spéci fi ée  au  n i veau  de  l a  fabrication .  Les  cond i ti ons  de  
connexi on  peuvent s ’ appl i q uer selon  l es  cond i ti ons  d ’ a l imentation  l ocales.   I EC  TS  61 000-3-4,  I EC TR 61 000-3-6  et  
I EC TR 61 000-3-7  sont  pri ses  en  considération .  

7 Essais  d ’ immunité  

7. 1  Appl icabi l i té  des  essais  

Les  matérie ls  de  soudage  par rés istance  qu i  ne  con tiennent pas  de  ci rcu i ts  de  commande  
é lectron iques  sont cons idérés  comme satisfa isant  aux exigences  nécessai res  d ’ immun i té  
sans  essai .  

Les  ci rcu i ts  é lectriques  consti tués  de  composan ts  pass i fs  te ls  que  des  inductances,  des  
réseaux de  suppress ion  d ’ém ission  RF,  des  transformateurs  de  fréquence  de  réseau ,  des  
redresseurs,  des  d iodes  et des  rés istances,  ne  son t pas  cons idérés  comme des  ci rcu i ts  de  
commande  é lectron iques.  

Les  essais  pour l es  n i veaux d ’ immun i té  de  l ’enveloppe,  l a  borne  d ’al imen tation  en  cou rant  
a l ternati f et  l es  bornes  pour l es  processus  de  mesure  et l es  l i gnes  de  commande  sont  défi n is  
dans  l es  Tableaux 1 ,  2  e t  3 .  

7.2  Cond itions  d ’essai  

Le  matérie l  de  soudage  par rés istance  doi t  être  soum is  à  l ’essai  en  u ti l i san t l e  montage 
d ’essai  donné  à  l ’Article  5.  Le  matérie l  de  soudage par résistance  doi t  être  monté  avec une  
rés istance  de  1  kΩ  en tre  l es  é lectrodes.  La  tens ion  de  sortie  doi t être  survei l l ée  pour évaluer 
l a  conform i té  aux cri tères  de  performance  à  un  ang le  de  retard  d ’a l l umage é lectrique  de  90°  s i  
l es  moyens  de  rég lage  son t prévus  et  avec l e  poin t avec un  facteur de  marche  et l e  temps  de  
chaleur de  soudage  typi que  du  matériel  de  soudage par rés istance  en  essai ,  ou  avec un  
courant de  sortie  ci rcu lan t con tinuel lemen t.  

Pour l es  matériels  ne  pouvant fonctionner dans  l es  cond i tions  d ’essai  ind iquées,  l es  
recommandations  du  fabrican t doivent être  su ivies .  

Les  essa i s  q u i  n e  peu ven t  ê tre  réa l i sés  su r l e  matéri e l  d e  soudage  par rés i s tance  complet  
peu ven t  ê tre  réa l i sés  su r l es  part i es  const i tuan tes  d e  son  é l ectron i qu e.  
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7.3  Cri tères  de  performance en  immun i té  

7.3. 1  Cri tères  de  performance A 

Les  poin ts  su ivants  doivent être  rempl is :  

a)  l e  matérie l  de  soudage  par rés istance  doi t  con tinuer à  fonctionner comme prévu ;  

b)  des  variations  de  ±1 0  %  de  la  tens ion  secondaire  son t adm issib les ;  

c)  l e  temps  de  soudage  prérég lé  ne  doi t  pas  être  dépassé;  

d )  des  i n terruptions  du  temps  de  chauffage  ne  sont pas  au torisées ;  

e)  dans  le  mode  de  fonctionnement "s imple",  u ne  i n terruption  du  cycle  de  soudage doi t se  
term iner convenablement;  

f)  dans  l e  mode de  fonctionnement "répéti ti on " ,  " j o i n t"  et  "con tinu ",  une  in terruption  du  cycle  
par re lâchement du  bou ton  de  démarrage  prévu  doi t  être  possib le;  

g )  tou tes  l es  commandes  doivent con tinuer à  fonctionner;  

h )  un  d ysfonctionnement des  i n terrupteurs  de  pu issance du  sem i-conducteur n ’est pas  
adm iss ible ;  

i )  une  perte  des  données  stockées  n ’est pas  adm issib le .   

7.3.2  Cri tères  de  performance B  

Les  poin ts  su ivants  doivent être  rempl is:  

a)  des  variations  de  50
1 00
+
−

 %  de  l a  tens ion  secondai re  son t adm iss ib les;  

b)  dans  l e  cas  d ’ une  i n terruption  de  couran t pendan t le  temps  de  chauffage  prévu ,  l e  cycle  
de  soudage est term iné  "sans  courant" .  Une  ré in i ti a l isation  manuel le  peut  être  requ ise;  

c)  l e  temps  de  chauffage  prérég lé  ne  doi t pas  être  dépassé;  

d )  dans  le  mode de  fonctionnement "s imple" ,  l e  cycle  de  soudage doi t se  term iner 
convenablement;  

e)  dans  l e  mode de  fonctionnement "répéti tion " ,  " j o i n t"  et  "con tinu ",  une  in terruption  du  cycle  
par re lâchement du  bouton  de  démarrage  prévu  doi t  être  possib le;  

f)  un  d ysfonctionnement des  i n terrupteurs  de  pu issance  du  sem i-conducteur n ’est pas  
adm issible ;  

g )  une  perte  des  données s tockées  n ’est  pas  adm issib le .  

7.3.3  Cri tères  de  performance C  

Les  poin ts  su ivants  doivent  être  rempl is:  

a)  une  perte  temporaire  de  fonction  est adm ise  à  cond i ti on  que  l a  perte  de  fonction  soi t  
récupérable  par e l l e-même ou  pu isse  être  rétabl ie  par l ’ opérateur des  commandes.  Cela  
peu t exiger que  l a  tens ion  de  commande du  matérie l  de  soudage par rés istance  soi t  
rétabl i e  au  moyen  d ’ un  bou ton  approprié;  

b)  un  d ysfonctionnement des  i n terrupteurs  de  pu issance du  sem i-conducteur n ’est pas  
adm iss ible;  une  perte  de  fonction  temporai re  est  adm ise;  

c)  une  perte  des  données  stockées  n ’est pas  adm issible  à  moins  qu ’el l es  ne  pu issent être  
rétabl i es  par l e  fonctionnement des  commandes.  

7.4 N iveaux d ’ immuni té  

Les  n i veaux d ’ immun i té  son t donnés  dans  l e  Tableau  1  pour l ’ enveloppe,  dans  l e  Tableau  2  
pour la  borne  d ’a l imentation  en  courant a l ternati f et dans  le  Tableau  3  pour l es  bornes  de  
mesure  et des  l i gnes  de  commande.  
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Tableau  1  – N iveaux d ’ immun ité  – Enveloppe  

Phénomène  Un i tés  Spéci fication  
d ’essai  

Norme de  
base  

Remarques  Cri tères  de  
performance  

Champ é lectromagnéti que  
rad iofréquence,  modu l ation  
d 'ampl i tude  

MHz 80  à  1  000  

I EC 61 000-4-3  

Le  n i veau  
d ’essai  
spéci fi é  est  
préalable  à  l a  
modu lation  

A 
V/m  (n on  

m od u l é  e ff. )  
1 0  

%  AM  (1  kHz)  80  

Champ é lectromagnéti que  
rad iofréquence,  modu l ation  
d 'ampl i tude  

GHz 1 , 4  à  2 , 0  

I EC 61 000-4-3  

Le  n i veau  
d ’essai  
spéci fi é  est  
préalable  à  l a  
modu lation  

A 
V/m  (n on  

m od u l é  e ff. )  
3  

%  AM  (1  kHz)  80  

Champ é lectromagnéti que  
rad iofréquence,  modu l ation  
d 'ampl i tude  

GHz 2 , 0  à  2 , 7  

I EC 61 000-4-3  

Le  n i veau  
d ’essai  
spéci fi é  est  
préalable  à  l a  
modu lation  

A 
V/m  (n on  

m od u l é  e ff. )  
1  

%  AM  (1  kHz)  80  

Décharge  
é lectrostati que  

Décharge  
de  contact  

kV (ten s i on  
d e  charge)  ±  4  a  

I EC  61 000-4-2  

Voi r norme  de  
base  pou r 
appl i cabi l i té  
de  l ’ essai  de  
décharge  de  
con tact  et/ou   
dans  l ’ a i r 

B  

Décharge  
dans  l ’ a i r 

kV (ten s i on  
d e  ch arge)  ±  8  a  B  

a  Les  essais  ne  son t pas  nécessai res  pou r des  n i veaux p l us  bas  que  ceux spéci fi és .  

 

Tableau  2  – N iveaux d ’ immuni té  – Borne d ’al imentation  en  courant al ternati f 

Phénomène  Un i tés  Spéci fication  
d ’ essai  

Norme de  base  Remarques  Cri tères  de  
performance  

Trans i toi res  
rapides  

kV (crête)  ±2  

I EC 61 000-4-4  I n j ection  d i recte  B  fréquence  de  
répéti ti on  kHz  

5  

Tr/Th  ns  5/50  

Rad i ofréquence  
mode  commun  

MHz 0 , 1 5  à  80  

I EC 61 000-4-6  

Voi r note  

Le  n i veau  
d ’essai  spéci fi é  
est  préalable  à  l a  
modu lation  

A 
V (non  modu lé  

eff. )  
1 0  

%  AM  (1  kHz)  80  

Tension  de  choc 

Entre  phases  

Phase  à  terre  

Tr/Th  µs  1 , 2/50  (8/20)  

I EC 61 000-4-5  

Cet essai  n ’ est  
pas  exigé  quand  
l e  
fonctionnement 
normal  ne  peut  
pas  être  obtenu  
à  cause  de  
l ’ impact du  
d i spos i ti f de  
couplage  et  de  
découplage  su r 
l e  matériel  en  
essai  

B  

kV (tension  en  
ci rcu i t  ouvert)  ±  1  

kV (tension  en  
ci rcu i t  ouvert)  ±  2  

Creux de  tension  

%  cycles  de  
tension  

rés iduel l e  à  50  
Hz /  60  Hz  

70  
25/30  

I EC 61 000-4-1 1   

I EC  61 000-4-34  

Décal age  de  l a  
tension  au  
passage  à  zéro  

B  

%  cycle  de  
tension  

rés iduel l e  

0  
 1  

C  

NOTE  Le  n i veau  d ’essai  peu t  aussi  être  défi n i  comme l e  courant  équ i valen t  sous  une  charge  de  1 50  Ω .   
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Tableau  3  – N iveaux d ’ immuni té  – Bornes  de  mesure  et  de  commande 

Phénomène  Un i tés  Spéci fication  
d ’ essai  

Norme de  base  Remarques  Cri tères  de  
performance  

Transi toi res  
rap ides  

kV (crête)  ±  2  

I EC 61 000-4-4  P ince  capaci ti ve  B  Tr/Th  ns  5/50  

Fréquence  de  
répéti ti on  kHz  

5  

Rad i ofréquence  
mode  commun  

MHz 0 , 1 5  à  80  

I EC 61 000-4-6  

Voi r note  
Le  n i veau  

d ’essai  spéci fi é  
est  préalable  à  l a  

modu lation  

A 
V  

(non  modu lé  eff. )  
1 0  

%  AM  (1  kHz)  80  

Appl i cab le  aux bornes  de  mesure  et  de  commande  rel i ées  aux câbles  à  moins  q ue  l a  l ongueu r totale  selon  l es  
spéci fi cations  d u  fabrican t soi t  i n férieu re  à  3  m .  

NOTE  Le  n i veau  d ’essai  peu t  aussi  être  défi n i  comme l e  couran t équ i valen t  sous  une  charge  de  1 50  Ω .  

 

8 Documentation  pour l ’acheteur/uti l isateur 

La documentation  m ise  à  la  d isposi ti on  de  l ’ acheteur/u ti l isateur avant l ’ achat doi t cla i rement 
i nd iquer les  restrictions  d ’ u ti l i sation ,  selon :  

a)  l a  classe  du  matérie l  RF  (classe  A ou  classe  B);  

b)  l es  exigences  basse-fréquence  (LF  – low-frequency)  pour l a  connexion  au  réseau  publ ic 
d ’a l imen tation  basse  tension .  

I l  est recommandé d ’u ti l i ser l e  symbole  1  i nd iqué  à  l ’Annexe B  pour un  matérie l  de  cl asse  A 
afi n  d ’ ind iquer l a  cl asse  du  matérie l  RF  et l es  restrictions  d ’u ti l i sation .  

I l  est recommandé d ’u ti l i ser l e  symbole  2  i nd iqué  à  l ’Annexe B  afi n  d ’ i nd iquer l es  restrictions  
d ’u ti l i sation  selon  les  exigences  LF  pour l a  connexion  au  réseau  publ ic d ’al imen tation  basse  
tens ion .  

L ’u ti l i sateur doi t être  averti  d u  fa i t  qu ’une  i nsta l lation  et une  u ti l i sation  appropriées  du  matérie l  
de  soudage par rés istance  son t nécessai res  pour rédu i re  au  m in imum  la  poss ib i l i té  
d ’ém iss ions  perturbatrices.  Le  fabri can t,  ou  son  mandata i re ,  d o i t  ê tre  responsab le  d e  l a  
fou rn i tu re ,  avec  chaque  matéri e l ,  d es  i n structi on s  e t  i n formati ons  su i van tes  :  

a)  Pour le  matérie l  de  classe  B,  l ’avertissement écri t  précisan t que  l e  matériel  de  classe  B  
est conforme aux exigences  de  compatibi l i té  é lectromagnétique  dans  les  envi ronnements  
i ndustrie l  et  résiden tie l ,  y compris  l es  s i tes  rés iden tie ls  où  l e  courant é lectrique  est fourn i  
par le  système publ ic d ’al imentation  basse  tension ;   

b)  Pour un  matérie l  de  classe  A,  l ’ avertissement su ivant ou  un  équ ivalen t doi t  être  i nclus  
dans  l e  manuel  d ’ instruction :   

Ce  matérie l  de  cl asse  A n ’est pas  prévu  pour être  u ti l i sé  dans  un  s i te  rés identiel  où  l e  
courant é l ectri que  est fourn i  par l e  système publ ic d ’a l imentation  basse  tens ion .  I l  peu t y 
avoir des  d i fficu l tés  potentie l l es  pour assurer l a  compatib i l i té  é lectromagnétique  dans  ces  
s i tes ,  à  cause  des  perturbations  rad ioélectri ques  condu i tes  a ins i  q ue  rayonnées;  

c)  S i  u n  matérie l  avec un  courant  d ’a l imentation  de  moins  de  75  A par phase  est prévu  pour 
être  connecté  su r des  systèmes  publ ics  d ’al imen tation  basse  tension ,  et est en  conform i té  
avec l ’ I EC 61 000-3-1 1  ou  l ’ I EC 61 000-3-1 2  sur l a  base  des  restrictions  d ’ impédance  du  
système,  l es  i n formations  données  dans  l ’a l i néa  su ivan t ou  leur équ ivalen t doivent  être  
i ncluses  dans  l e  manuel  d ’ i nstruction .  La  restriction  doi t  être  i nd iquée  comme la  va leur l a  
p lus  fa ible  au torisée  des  impédances  du  système (en  mΩ) ou  l a  va leur l a  p l us  é levée  
exigée  de  la  pu issance de  court-ci rcu i t  (en  MVA)  à  l ’ i ssue  des  essais  conformément à  ces  
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normes.  La  va leur d ’ impédance  peut  être  ca lcu lée  à  parti r de  l a  va leur de  l a  pu issance de  
court-ci rcu i t  et  i nversement.  

S i  l ’ impédance du  système publ ic  d 'a l imen tation  basse  tension  au  poin t  de  couplage  
commun  est i n férieure  à  XX mΩ  (ou  la  pu issance de  court-ci rcu i t est  supérieure  à  XX 
MVA),  ce  matérie l  est conforme à  l ’ I EC  61 000-3-1 1  et à  l ’ I EC  61 000-3-1 2  et i l  peu t être  
connecté  aux systèmes  publ ics  d 'a l imen tation  basse  tension .  I l  est de  l a  responsabi l i té  de  
l ’ insta l lateur ou  de  l ’ u ti l i sateur du  matériel  de  s ’assurer,  en  consu l tan t l ’opérateur du  
réseau  de  d istribution  s i  nécessai re,  que  l ’ impédance du  système est conforme aux 
restrictions  d ’ impédance;  

d )  S i  le  matérie l  avec un  couran t d ’a l imentation  i n férieur à  75  A par phase  est desti né  à  être 
connecté  aux systèmes  publ ics  d 'a l imentation  basse  tens ion  et n ’est pas  conforme à  
l ’ I EC 61 000-3-1 2,  l es  in formations  su ivan tes  ou  l eur équ ivalent doiven t être  i ncluses  dans  
l e  manuel  d ’ i nstructions:  

Ce  matériel  n ’est  pas  conforme à  l ’ I EC  61 000-3-1 2.  S ’ i l  est connecté  à  un  système publ ic 
d 'al imentation  basse  tension ,  i l  est de  la  responsabi l i té  de  l ’ i nsta l lateu r ou  de  l ’ u ti l i sateur 
du  matérie l  de  s ’assurer,  en  consu l tant l ’opérateur du  réseau  de  d is tribution  s i  nécessaire ,  
que  l e  matérie l  peu t être  connecté;  

e)  Les  i n formations  su r tou tes  l es  mesures  spécia les  qu i  peuvent  avoir à  être  prises  pour 
obten i r l a  conform i té ,  emploi  de  câbles  b l i ndés  par exemple;   

f)  Des  recommandations  pour l ’ évaluation  de  la  zone  envi ronnante  et l ’ i den ti fication  des  
précautions  nécessai res  exigées  pour l ’ i nsta l l ation  et l ’u ti l i sation  afin  de  m in im iser l es  
perturbations;   

g )  Des  recommandations  su r l es  méthodes  de  réduction  des  perturbations ;   

h )  Une  i n formation  précisant l a  responsabi l i té  des  u ti l i sateurs  en  matière  d ’ i n terférences  
produ i tes  par l e  soudage.  
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Annexe A 
(informative)  

 
Limi tes  

 

A.1  Général i tés  

Les  l im i tes  données  dans  l es  normes  référencées  dans  l a  partie  normative  de  l a  présen te  
Norme sont résumées  dans  l es  Tableaux A. 1  à  A. 1 1  pour i n formation .  Comme quelques  
références  renvoien t à  des  parties  spéci fiques  de  tab leaux de  l im i tes  donnés  dans  l es  
documents  référencés,  seu les  l es  parties  appl icables  de  ces  tableaux sont  reprodu i tes.  

A.2  Valeurs  l imi tes  de la  tension  perturbatrice aux bornes  du  réseau  

Source:  CISPR 1 1 : 2009/AMD1 : 201 0  

Tableau  A. 1  – Valeurs  l imi tes  de  la  tension  perturbatrice  
aux bornes  du  réseau ,  état de  repos  

Gamme de  
fréquences  

C l asse  B  
dBµV 

Cl asse  A 
dBµV 

MHz Quasi -crête  Moyenne  Quasi -crête  Moyenne  

0, 1 5  à  0 , 50  

66  56  

79  66  
Décroissance  l i néai re  avec 

l e  l ogari thme  de  l a  fréquence  

56  46  

0 , 50  à  30  56  46  73  60  

 

Tableau  A.2  – Valeurs  l imites  de  la  tension   
perturbatrice  aux bornes  du  réseau ,  en  charge  

Gamme de  
fréquences  

Classe B  
Al imentation  assignée  
maximale  de  classe A  

≤  75  kVA a  

Al imentation  assignée  
maximale  de  classe  A 

>  75  kVA a  

dBµV  dBµV  dBµV  

MHz Quasi -crête  Moyenne  Quasi -crête  Moyenne  Quasi -crête  Moyenne  

0 , 1 5  à  0 , 50  

66  56  

1 00  90  1 30  1 20  
Décroissance  l i néai re  avec 

l e  l ogari thme  de  l a  fréquence  

56  46  

0 , 50  à  5  56  46  86  76  1 25  1 1 5  

5  à  30  60  50  

90  80  

1 1 5  1 05  
Décroissance  l i néai re  avec 

l e  l ogari thme  de  l a  fréquence  

70  60  

a  La  valeur maximale  de  l ’ a l imentation  ass ignée  est  ca l cu lée  à  l ’ a i de  du  couran t d ’ a l imentation  I1 cc.  
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A.3  Valeurs  l imi tes  du  rayonnement électromagnétique perturbateur 

Source:  CISPR 1 1 : 2009/AMD1 : 201 0  

Tableau  A.3  – Valeurs  l imites  du  rayonnement  
électromagnétique perturbateur,  état  de  repos  

Gamme de  fréquences  Classe  B  Classe  A 

MHz  

dBµV/m  dBµV/m  

à  u ne  d i s tance  
d e  m esu re  d e  

1 0  m  

à  u n e  d i s tance  
d e  m esu re  d e  

3  m  a  

à  u n e  d i s tance  
d e  m esu re  d e  

1 0  m  

à  u ne  d i s tance  
de  mesure  de  

3  m  a  

30  à  230   30  40  40  50  

230  à  1  000  37  47  47  57  

a  Les  l im i tes  spéci fi ées  pou r l a  d i stance  de  séparation  de  3  m  ne  s ’appl i quen t qu ’ au  peti t  matérie l  sati sfai sant  
au  cri tère  de  d imension  défi n i  en  3 . 8.  

 

Tableau  A.4  – Valeurs  l imi tes  du  rayonnement  
él ectromagnétique perturbateur,  en  charge  

Gamme de  
fréquence  

Classe B  Classe  A 

Sur un  l i eu  
d 'essai  

à  une  d i stance 
de  1 0  m   

Sur un  l i eu  
d 'essai  

à  une  d i stance 
de  3  m  a   

Sur un  l i eu  
d 'essai  
à  une  

d i stance de  
1 0  m   

Sur un  l i eu  
d 'essai  

à  une  d i stance 
de  3  m  a  

À une  d i stance D  
du  mur extérieur 

du  bâtiment  

MHz dBµV/m  dBµV/m  dBµV/m  dBµV/m  dBµV/m  

30  à  47  30  40  68  78  48  

47  à  53, 91  30  40  50  60  30  

53, 91  à  54, 56  30  40  50  60  30  

54, 56  à  68  30  40  50  60  30  

68  à  80, 872   30  40  63  73  43  

80, 872  à  81 , 848  30  b  40  b  63  b  73  b  43  

81 , 848  à  87  30  40  63  73  43  

87  à  1 34, 786  30  40  60  70  40  

1 34, 786  à  1 36, 41 4  30  b  40  b  60  b  70  b  40  

1 36, 41 4  à  1 56  30  40  60  70  40  

1 56  à  1 74  30  40  60  b  70  b  40  

1 74  à  1 88, 7  30  40  50  60  30  

1 88, 7  à  1 90, 979  30  40  50  b  60  b  30  

1 90, 979  à  230  30  40  50  60  30  

230  à  400  37  47  60  70  40  

400  à  470  37  47  60  b  70  b  40  

470  à  1  000  37  47  60  70  40  

a  Les  l im i tes  spéci fi ées  pou r l a  d i stance  de  séparation  de  3  m  ne  s 'appl i quen t qu 'au  peti t  matérie l  sati sfai sant  au  
cri tère  de  d imension  défi n i  en  CISPR 1 1 .  

b  La  relaxati on  de  20  dB  a  été  en levée  su r l a  base  de  6 . 3 . 2 . 2  
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Tableau  A.5  – Valeurs  l imites  d ’émission  
de  champ magnétique  pour l e  matériel  de  classe  B  

Gamme de  fréquences  

Champ magnétique  
D =  3  m  

Quasi -crête  
dB(µA/m)  MHz 

0, 1 5  à  30  

39  

Décro i ssance  l i n éa i re  avec  l e  l ogari thme  
d e  l a  fréq uence   

3  

 

Pour un  matérie l  mesuré  sur place,  la  d istance  de  mesure  D  du  mur extérieur du  bâtiment 
dans  lequel  l e  matérie l  est s i tué  est égale  à  (30  +  x/a)  m  ou  1 00  m  selon  l a  p l us  peti te  valeur,  
pourvu  que  la  d is tance  mesurée  D  soi t  dans  les  l im i tes  de  l ’ insta l lation .  Dans  l e  cas  où  l a  
d istance  calcu lée  D  est au-delà  des  l im i tes  de  l ’ i nsta l lation ,  l a  d istance  mesurée  D  est égale  
à   x  ou  30  m ,  se lon  l a  va leur la  pl us  longue.  

Pour le  calcu l  des  valeurs  ci -dessus:   

x  est  l a  d istance  m in imale  entre  l e  mur extérieur du  bâtiment dans  lequel  l e  matérie l  est 
s i tué  et  l a  l im i te  des  insta l l ations  de  l ’ u ti l i sateur dans  chacune  des  d i rections  de  mesure;   

a  =  2 , 5  pour l es  fréquences  i n férieures  à  1  MHz;   

a  =  4 , 5  pour l es  fréquences  égales  ou  supérieures  à  1  MHz.  

A.4  Limites  des  courants  harmoniques  

Sources:  I EC 61 000-3-2 : 201 4  et  I EC 61 000-3-1 2: 201 1  

Tableau  A.6  – Courants  harmon iques  maximaux admissibles  
pour un  matériel  avec un  courant d ’al imentation  I1 cc  ≤  1 6  A 

Rang  d 'harmonique  Courant harmonique  

n  A 

Harmoniques  i rrégu l i ers  

3  3 , 45  

5  1 , 71  

7  1 , 1 6  

9  0 , 60  

1 1  0 , 50  

1 3  0 , 32  

1 5  ≤  n  ≤  39  0 , 23  ×  1 5/n  

Harmoniques  régu l iers  

2  1 , 62  

4  0 , 65  

6  0 , 45  

8  ≤  n  ≤  40  0 , 35  ×  8 /n  
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Tableau  A.7  – Valeurs  l imites  d ’émission  de  courant pour un  matériel  avec 
1 6  A <  I1 cc  ≤  75  A autre  que  l e  matériel  triphasé  équ i l ibré  

Min imal  Rsce  

Couran t harmonique admissible  i nd ividuel  
Ih/Iref  

a  
Paramètres  harmoniques  

admissibles  

% %  

 I3  I5  I7  I9  I1 1  I1 3  THC/Iref  PWHC/Iref  

33  21 , 6  1 0 , 7  7 , 2  3 , 8  3 , 1  2  23  23  

66  24  1 3  8  5  4  3  26  26  

1 20  27  1 5  1 0  6  5  4  30  30  

250  35  20  1 3  9  8  6  40  40  

≥  350  41  24  1 5  1 2  1 0  8  47  47  

Les  valeurs  re lati ves  des  harmon iques  régu l i ers  j usqu ’au  rang  1 2  ne  doi ven t pas  excéder 1 6/h  % .  Les  
harmon i ques  régu l i ers  au -del à  du  rang  1 2  son t  pri s  en  considération  en  THC  et  PWHC  de  l a  même man ière  que  
l es  harmon i ques  de  rang  i rrégu l i er.  

Une  i n terpol ation  l i néai re  en tre  l es  val eu rs  successives  Rsce  est  au tori sée.  

a  Iref  =  cou rant  de  référence;  Ih  =  composante  du  courant  harmon ique.  

 

Tableau  A.8  – Valeurs  l imites  d ’émission  de  courant  pour  
l e  matériel  triphasé  équ i l ibré  avec un  courant d ’al imentation  1 6  A <  I1 cc  ≤  75  A 

Min imal  Rsce  
Couran t harmonique  admissible  i nd ividuel  Ih/Iref  

a  
Paramètres  harmoniques  

admissibles  

% %  

 I5  I7  I1 1  I1 3  THC/Iref  PWHC/Iref  

33  1 0, 7  7 , 2  3 , 1  2  1 3  22  

66  1 4  9  5  3  1 6  25  

1 20  1 9  1 2  7  4  22  28  

250  31  20  1 2  7  37  38  

≥  350  40  25  1 5  1 0  48  46  

Les  va leu rs  re lati ves  des  harmon iques  régu l i ers  j usqu ’ au  rang  1 2  ne  doi ven t pas  excéder 1 6/h  % .  Les  
harmon i ques  régu l i ers  au -del à  du  rang  1 2  sont  pri s  en  considération  en  THC  e t  PWHC  d e  l a  même man ière  que  
l es  harmon i ques  de  rang  i rrégu l i er.  

Une  i n terpol ation  l i néai re  en tre  l es  val eu rs  success ives  Rsce  est  au tori sée.  

a  Iref  =  cou rant  fondamental  d e  référence;  Ih  =  composante  d u  couran t harmon ique.  
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Tableau  A.9  – Valeurs  l imi tes  d ’émission  de  courant  pour l e  matériel  triphasé   
équ i l ibré  avec un  courant d ’al imentation  1 6  A <  I1 cc  ≤  75  A sous  cond i tions  spécifiées  

Min imal  Rsce  

Couran t  h armon i que  adm i ss i b l e  i nd i viduel  Ih/Iref  a    
Paramètres  harmoniques  

admissibles  

%  %  

 I5  I7  I1 1  I1 3  THC/Iref  PWHC/Iref  

33  1 0, 7  7 , 2  3 , 1  2  1 3  22  

≥  1 20  40  25  1 5  1 0  48  46  

Les  valeurs  re lati ves  des  harmon iques  régu l i ers  j usqu 'au  rang  1 2  ne  doi vent  pas  excéder 1 6/h  % .  Les  
harmon i ques  régu l i ers  au -del à  du  rang  1 2  sont  pri s  en  considération  en  THC  e t  PWHC  d e  l a  même man ière  que  
l es  harmon i ques  de  rang  i rrégu l i er.  

Une  i n terpol ation  l i néai re  en tre  l es  val eu rs  success ives  Rsce  est  au tori sée.  

a  Iref  =  cou rant  fondamental  d e  référence;  Ih  =  composante  d u  couran t harmon ique.  

 

Tableau  A. 1 0  – Valeurs  l im ites  d ’émission  de  courant pour l e  matériel   
triphasé équ i l ibré  avec I1 cc  ≤  75  A sous  conditions  spéci fiées  (d ,  e,  f)  

Min imal  
Rsce  

Cou ran t  h armon i que  adm i ss i b l e  i nd i vi due l  Ih/Iref  
a
 

Paramètres  
harmoniques  
admissibles  

% %  

 I5  I7  I1 1  I1 3  I1 7  I1 9  I23  I25  I29  I31  I35  I37  
THC/ 

Iref  

PWHC/ 

Iref  

33  1 0 , 7  7 , 2  3 , 1  2  2  1 , 5  1 , 5  1 , 5  1  1  1  1  1 3  22  

≥  250  25  1 7, 3  1 2 , 1  1 0, 7  8 , 4  7 , 8  6 , 8  6 , 5  5, 4  5 , 2  4 , 9  4 , 7  35  70  

Pour Rsce  égal  à  33,  l es  valeu rs  re l ati ves  des  harmon iques  régu l i ers  j usqu 'au  rang  1 2  ne  do iven t pas  
excéder 1 6/h  % .  Les  val eu rs  relati ves  de  tous  l es  harmon iques  de  I1 4  à  I40  non  i n d iquées  ci -dessus  ne  doi ven t  
pas  excéder 1  %  de  Iref.  

Pour Rsce  ≥  250,  l es  valeurs  re l ati ves  des  harmon iques  régu l i ers  j usqu 'au  rang  1 2  ne  doi ven t pas  excéder 1 6/h  % .  
Les  va leu rs  re l ati ves  de  tous  l es  harmon iques  de  I1 4  à  I40  n on  i n d iquées  ci -dessus  ne  doi ven t pas  excéder 3  %  
de  Ire f.  

Une  i n terpol ation  l i néai re  en tre  l es  val eu rs  Rsce  est  au tori sée.  

a  Iref =  courant  d e  référence;  Ih  =  composante  du  cou ran t harmon ique.  

 

Le Tableau  A. 6  est appl iqué  au  matérie l  au tre  que  l e  matérie l  tri phasé  équ i l i bré  et l es  
Tableaux A. 7,  A. 8  et A.9  son t appl iqués  au  matérie l  tri phasé  équ i l i bré.  

Le  Tableau  A. 7  peu t être  u ti l i sé  pour tou te  partie  de  matérie l  tri phasé  équ i l i bré.  

Le  Tableau  A. 9  peu t être  u ti l i sé  avec des  matérie ls  tri phasés  équ i l ibrés  s i  chacune des  
cond i ti ons  su ivantes  est rempl ie:  

a)  L ’ang le  de  phase  du  courant de  5ème  harmon ique  afférent à  l a  tens ion  de  phase  
fondamentale  est dans  la  gamme de  90°  à  1 50° .  

NOTE  1  Cette  cond i ti on  est  normalement  rempl ie  par u n  matérie l  avec un  pont  red resseu r non  con trôlé  et  un  
fi l tre  capaci ti f,  comprenant  un  réacteu r de  3  %  c. a.  ou  4  %  c. c.  

b)  La  conception  du  matérie l  est te l l e  que  l ’ ang le  de  phase  du  courant de  5ème  harmon ique  
n ’a  pas  de  valeur préféren tie l l e  dans  le  temps  et  peut prendre  tou tes  l es  va leurs  de  
l ’ in terval l e  en tier (0° ,  360°).  

NOTE  2  Cette  cond i ti on  est  normalement  rempl ie  par l es  ondu leurs  avec des  ponts  de  thyri stors  
complètement contrôlés .  
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c)  Les  courants  de  5ème  e t  7ème  h armon ique  sont chacun  i n férieurs  à  5  %  du  courant 
fondamental  de  référence.  

NOTE  3  Cette  cond i ti on  est  normalement rempl i e  par l es  matérie l s  de  "1 2  impu ls ions" .  

Le  Tableau  A. 1 0  peu t être  u ti l i sé  avec un  matérie l  tri phasé  équ i l i bré  s i  chacune  des  
cond i ti ons  su ivantes  est rempl ie :  

d )  Les  courants  de  5ème  e t  7ème  harmon ique  son t chacun  i n férieurs  à  3  %  du  courant  de  
référence  pendant tou te  l a  période  d ’observation  de  l ’ essai .  

e)  La  conception  de  l a  partie  du  matérie l  est te l l e  que  l ’ ang le  de  phase  du  courant de  5ème  
harmon ique  n ’a  pas  de  va leur préférentie l l e  dans  le  temps  et peu t prendre  tou tes  les  
valeurs  de  l ’ i n terval l e  entier [0° ,  360° ] .  

f)  L ’ang le  de  phase  du  courant de  5ème  h armon ique  afféren t à  la  tension  phase-neutre  
fondamentale  est  dans  l a  gamme de  1 50°  à  21 0°  pendant  tou te  la  période  d ’observation  
de  l ’essai .  

NOTE  4  Cette  cond i ti on  est  normalement rempl ie  par un  ondu l eu r d e  6  impu ls ions  avec une  fa ibl e  capaci té  
de  l i a i son  c. c. ,  fonctionnant  comme une  charge.  

A.5  Limites  pour les  fluctuations  de tension  et l e  papi l lotement 

Sources:  I EC 61 000-3-3: 201 3  et  I EC 61 000-3-1 1 : 2000  

Tableau  A. 1 1  – Limi tes  pour l es  matériels  de  soudage  par résistance I1 cc  ≤  75  A 

Variation  maximale  de  tension  
relati ve  dmax  

Variation  de  tension  rel ative  en  
rég ime établ i  dc  

Ind icateur de  papi l lotement de  
courte  durée  Pst  

% %   

7  3 , 3  1 , 0  

 

L’exigence Pst  n ’est pas  appl icable  aux variations  de  tens ion  causées  par commutation  
manuel l e.  

Le  matérie l  qu i  ne  rempl i t  pas  l es  l im i tes  données  dans  l e  Tableau  A. 1 0  quand  i l  est soum is  à  
l ’essai  ou  évalué  avec l ’ impédance de  référence donnée dans  l ’ I EC  61 000-3-3  est su j et à  une  
connexion  cond i tionnel le,  e t l e  fabrican t peu t soi t:   

a)  déterm iner l ' impédance maximale  au torisée  du  système Zmax  au  poin t  d ’ in terface  de  
l ’a l imentation  des  u ti l i sateurs  selon  6. 3  de  l ’ I EC 61 000-3-1 1 : 2000,  et  déclarer Zmax  dans  
l e  manuel  d ’ i nstructions;  ou  

b)  soumettre  à  l ’essai  l e  matérie l  se lon  6 . 2  de  l ’ I EC 61 000-3-1 1 : 2000,  et déclarer dans  le  
manuel  d ’ i nstructions  que  l e  matérie l  est prévu  pour être  u ti l i sé  un iquement dans  les  
i nsta l l ations  qu i  on t une  capaci té  de  l i vraison  de  courant ≥  1 00  A par phase.  
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Annexe B  
(informative)  

 
Symboles  

 

Le Tableau  B . 1  i nd ique  l es  symboles  permettant de  spéci fi er l a  cl asse  du  matérie l  RF  et l es  
restrictions  d ’ u ti l i sation .  

Tableau  B.1  – Symboles  de  description  des  propriétés  CEM  

N°  SOURCE  SYMBOLE  FONCTION,  MOT-CLE  
OU  FORMULE  

APPLICATION  

1 .  I EC 6041 7-51 09  

 

 

A ne  pas  u ti l i ser d ans  l es  
s i tes  rés identiel s  où  l e  
couran t é l ectri q ue  est  
fourn i  par l e  système  
publ i c  d ’ a l imentati on  
basse  tension .  

I den ti fi er l e  matériel  d e  
cl asse  A et  l es  
restri cti ons  d ’ u ti l i sation  

NOTE  Le  symbole  peu t 
être  u ti l i sé  su r 
l ’ embal l age,  l e  matéri e l  
ou  l a  documentation  
desti née  à  l ’ acheteur ou  
à  l ’ u ti l i sateu r,  d i spon ibl e  
avant  l ’ achat  

2 .  I EC 6041 7-5939  et  
I SO  7000-0434A 
combinées  

  

Les  restri cti ons  de  
connexi on  aux réseaux 
publ i cs  d ’a l imentation  
basse  tension  
s ’appl i quent  

I den ti fi er l es  restri cti ons  
d ’ u ti l i sati on  par rapport  
aux paramètres  requ i s  
pou r l e  réseau  
d ’a l imentati on  

NOTE  Le  symbole  peut  
être  u ti l i sé  su r 
l ’ embal l age,  l e  matéri e l  
ou  l a  documentati on  
desti née  à  l ’ acheteur ou  
à  l ’ u ti l i sateu r,  d i spon ibl e  
avan t l ’ achat.  
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Bibl iograph ie  

I EC 6041 7-DB:201 1 1 ,  Symboles graphiques utilisables sur le  matériel  

I EC  TS  61 000-3-4,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 3-4: Limites – Limitation 
des émissions de courants harmoniques dans les réseaux basse tension pour les matériels 
ayant un  courant assigné supérieur à  16 A  

I EC  TR 61 000-3-6 ,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 3-6: Limits – Assessment of 
emission limits for the connection of distorting installations to MV,  HV and EHV power 
systems  (d ispon ible  en  ang la is  seu lement)  

I EC TR 61 000-3-7,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 3-7: Limits – Assessment of 
emission limits for the connection of fluctuating installations to MV,  HV and EHV power 
systems  (d ispon ible  en  ang la is  seu lement)  

CISPR 1 4-1 ,  Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils 
électrodomestiques,  outillages électriques et appareils analogues – Partie 1 :  Émission 

I SO  7000: 201 4,  Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Symboles enregistrés  

 

____________ 

_____________ 

1   DB  fai t  référence  à  l a  base  de  données  en  l i gne  de  l ’ I EC.  
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